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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7-3: Detail specification for 8-way, shielded,
free and fixed connectors, for data transmissions
with frequencies up to 100 MHz

FOREWORD

1) The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization f mprising
all npational electrotechnical committees (IEC National Committees). The promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the e elds. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International 3 nd iffcations,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Gui hs “IEC
Publ|cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wg hd non-
govdgrnmental organizations liaising with the IEC also participate_in 4 closely
with |the International Organization for Standardization (ISO ined by
agrepment between the two organizations

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical mat S as possible, an integnational
conslensus of opinion on the relevant subj : ittee has representation [from all
interpsted IEC National Committees

3) IEC |Publications have the form of recommapdatisps\for in and are accepted by IEC National
Compmittees in that sense. While all reasonable effo ade to~ensure that the technical content of IEC
Publ|cations is accurate, IEC cannot be i he way in which they are used or|for any
misipterpretation by any end user.

4) In ofder to promote interngtional u ommittees undertake to apply IEC Pubjications
trangparently to the maxi heir gational and regional publications. Any diergence
between any IEC Publication agd the corresponding nationjal or regional publication shall be clearly ind|cated in
the latter.

5) IEC |provides no its approval and cannot be rendered responsible|for any
equipment decla ublication.

6) All upers should enSupé edition of this publication

7) No liability shall atfa C ors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its teghni i C National Committees for any personal injury, property damage or
othe atsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fdes) and
expgnses afising™Q tion, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publ|catians

8) Attent e Noxmative references cited in this publication. Use of the referenced publicgtions is
indispensable fo

9) Attention is_drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sdibject of
patept rightsy [EC shallhot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Interngtional Standard IEC 60603-7-3 has been prepared by subcommittee 48B: Connkctors,

of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for

electro

nic equipment.

This standard cancels and replaces IEC/PAS 60603-7-3 published in 2004. This first edition
constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/1816/FDIS 48B/1835/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 60603-7 series, under the general title Connectors for electronic
equipment, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;
* withdrawn;

* repfaced by a revised edition, or
* amgended.

@%
S
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INTRODUCTION

Applications have emerged which require the use of the interface described in IEC 60603-7:
1996, with certain performance specifications at higher frequencies. The parameters for this
performance include insertion loss, near end crosstalk (NEXT), far end crosstalk (FEXT), and
return loss. Based on application requirements, the specifications for these parameters
always apply to a mated connection of a free (plug) and fixed (outlet) connector. Details for
testing of connectors and test plugs are given in Annex C.

@%
S



https://iecnorm.com/api/?name=a89d1b26364bc4ff0eea069339b0c4f8

60603-7-3 © IEC:2008 -9-

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
Part 7-3: Detail specification for 8-way, shielded,

free and fixed connectors, for data transmissions
with frequencies up to 100 MHz

1 General

1.1 cope

This part of IEC 60603 covers 8-way shielded free and fixed

class ) cabling systems specified in ISO/IEC 11801:2002.

These|connectors are intermateable, interoperable,

the IE :
are ¢ pable of mterconnectlng with any IEC 7 / seties\connector, and whe
freency IEC 60603-7

standayd.

NOTE [fransmission performance categories: j i 5{ane , the term “category”, when used in refe]
transmigsion performance, refers to those categorie i in IS ¢ 11801:2002.

1.2 ormative refere

The following referenced L ts>a sperisable for the application of this doc
For dafed referenges, & iti d applies. For undated references, the latest
of the eference 3 i ' 8

ental testing — Part 2: Tests — Test Z/AD: Composite tempe

IEC 601169¢16, Radig-frequency connectors — Part 16: RF coaxial connectors with
diamete~of outer conductor 7 mm (0,276 in) with screw coupling — Characteristic imp¢

ecifies
hts for
tors in

other
within
nector
n it is
series

rence to

ument.
edition

lectro-

rature/

inner
bdance

50 ohnirs (75 UILIIIIO/\ (Typb' N)

IEC 60352 (all parts), Solderless connections

IEC 60352-2, Solderless connections — Part 2: Solderless crimped connections — General

requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-3, Solderless connections — Part 3: Solderless accessible insulation displacement

connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-4, Solderless connections — Part 4: Solderless non-accessible insulation displace-

ment connections — General requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-5, Solderless connections — Part 5: Press-in connections — General require
test methods and practical guidance

ments,
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IEC 60352-6, Solderless connections — Part 6: Insulation piercing connections — General
requirements, test methods and practical guidance

IEC 60352-7, Solderless connections — Part 7: Spring clamp connections — General
requirements, test methods and practical guidance

IEC 60512 (all parts), Connectors for electronic equipment — Tests and measurements

IEC 60512-1-100, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements -
Part 1-100: General — Applicable publications

IEC 60603-7 (all parts), Connectors for electronic equipment

IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage Part 1:

Princigles, requirements and tests

IEC 61 aglalogue
and in

IEC 61156 (all parts), Multicore and symmetrical pair/quad cable 9 tions
IEC 61|156-1, Multicore and symmetrical pair/quad cable igi ' ' Part 1:

Generic specification

IEC 61|156-2, Multicore and symmetrical pair/quachce ; Part 2:
Horizoptal floor wiring — Sectional specifieation

IEC 61|156-3, Multicore and symmetrica a ] Part 3:
Work grea wiring — Sectional specification

IEC 61156-4, Multicore and.symmetricgl p Part 4:

Riser gables — Sectional gpecificatio

Part 5:

IEC 61(156-5, Multicore and Symmefrie
5 Wi izontal

Symmetrical pair/quaa
floor W S

ISO/IE

ISO 1 ure in
technig

ITU-T

ITU-T i K.20:20001, Resistibility of telecommunication equipment installed in
a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents

ITU-T |[ReEcommendation K.44:20002, Resistibility tests for telecommunication equipment
exposed 10 overvoltages and overcurrents — Basic Recommenadation

ITU-T Recommendation 0.9, Measuring arrangements to assess the degree of unbalance
about earth

EN 50289-1-14, Communication cables — Specification for test methods — Part 1-14: Electrical
test methods — Coupling attenuation or screening attenuation of connecting hardware

1 This has been replaced by a new edition (2003), but for the purposes of this part of IEC 60603-7, the 2000
edition is cited.

2 This has been replaced by a new edition (2003), but for the purposes of this part of IEC 60603-7, the 2000
edition is cited.
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Connectors, connector bodies and connectors with pre-inserted contacts according to this
standard shall be designated by the following system.

IEC 60603-7-3] [LIN] L | L ] [ L [N|N] [N |
Number denoting
Reference performance level (PL)
to this 1 750 operations
standard 2 2 500 operations
Let{ers denoting
connector type A\ (\ _
Fixefd version | A WmheQ\deﬁcgtg\C}?ytact finish
- 1 ol -glloy
Fre¢ version C 3 \Pa\ﬂadyhm/n kel
4 O™ \
i N\\mbe;)denotmg ariant
Number 08f contacts 1 Variant 1
Letter|denoting type of contact < ®>
Female F
Male M \Ei erdendting type of conductor
( accommodation, or cable
Letfer denoting type of termination \ Q A Tinsel W'r?
Screw terminall LA B Stranded wire
Spring clamp A\ B C . Solid wire .
Crlmp C e D/ Tinsel or stranded wire
Accedsible insul splac N E Stranded or solid wire
B{ ?\ F Tinsel, stranded, or solid wire
G Board mounted
Non-accessibl N
dlsplacep?(ég\(\s\@é;&\/\\/ X | Customer specific requirements for
Insulation p\gr&og P cables
( Solder X N S
Press.in conhection T
“L” stangls for letter
“N” stanfs for number

EXAMPLE:

IEC 60603-7-3 ABFM-E11-1: Fixed connector having 8 female contacts with IDC termination
for stranded and solid wire, gold plated, meeting performance level 1.

2.1

Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions of IEC 60050(581), IEC 61076-1,

IEC 60512-1, as well as the following, apply.

211

interchangeability level

Level at which these connectors are intermateable,

with |E

C 60603-7 series connectors

interoperable and backward compatible
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21.2
intermateability

Intermateability is ensured by application of the “GO” and “NO-GO” gauge requirements

herein, and adherence to the dimensional requirements within

213
backward compatibility

Plug or jack which is in compliance with this detail specification, mated with a jack or plug in
compliance with any lower frequency IEC 60603-7 series standard, fully complying with the

requirements of the lower frequency IEC 60603-7 series standard

21.4

interoperability

Interogerability of different IEC 60603-7-3 connectors is assured by
transmlission requirements for the different IEC 60603-7-3 connecgtors
connegtor is mated with a full range of “test” free connectors, or »
herein

3 Common features and isometric view

3.1 sometric view

Figure 1 — Isometric view

IEC 086/05

ith all
fixed
cribed
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3.2 Mating information
3.21 General

Dimensions are given in millimetres. Drawings are shown in third-angle projections. The
shape of connectors may deviate from those shapes given in Figures 1 to 4 as long as the
dimensions specified are not influenced.

@%
S
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3.2.2 Contacts — mating conditions

b
I /
y M2
B B
J2
B2 \/\@
| View Y
N2 —
=] @

Section C-C @
:i \

P1

<

7 7 UL

R = \'I|E 0,15 mm D|

Section C-C @
IEC 251/07

Key

N

Female contact of fixed connector. The mating information shown can only be achieved with a free
connector with a cable attached.

Burrs shall not project above the top of the contact in this area, since it may be a contact area.
Optional angle.

Minimum preferred contact configuration.

Preferred contact configuration.

Optional contact configuration.

(26, E NGV I V]

Figure 2 — Contact interface dimensions with terminated free connector
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Table 1 — Dimensions for Figure 2

Maximum Minimum

Letter
mm mm

A2 1,45 0,89
B2 0,61 0,51
c2 0,46 0,03
D2 2,79
E2 4,11
E e
J2 0,64 Sk
K2 6,15 O\ N\ 288
M2 0.3q,
v ZaN AN
P1 0,50 NS
P3 0,50 . 0,36
R2 s\ /) A

N\ Y (). . 7
Letter Maximum
G2 \ (\ N 10°

Care s

hall be taken that the j%/\aqta?@hm\d ter rence WI the plastic of the free connector.

9,

S
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3.2.3 Fixed connector

| = [o.05mm][c e

(= [005mm[x o
Xl AH1

AB1 \r\

IEC 2360/07

Key

1 Contact zone: contacts shall be completely within their individual contact zone in the area indicated.

2 0l15.mm maximum taper on both sides.

3 Relief outside of the area defined by dimension AM1 at all four corners in the fixed connector is permitted.
4 Section A-A: see Figure 3b).

Figure 3a) — View of contact zone
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®

AN1

©)
AT1
@ AT1

L B T

L i \K 1

21 |t o S8t I%HF\ VL
} [ AN N\

A1

AR
ol &
D

(el

%) )

Ol

IEC 2341/07
iew of contact zone section A-A
Key
1 Optional conta
2 Prdferred-free connector stop.
3 Comntacts shown at rest Contacts shall nlwqyc he cantained inside gllidfn slots Cantacts shall move frd ely

within their guide slots.

4 This surface need not be planar or coincident with the surface below the locking device as long as insertion,
latching and unlatching of free connectors is not inhibited.

5 Dimension to point of shield mating contact.

6 Maximum forward extension of contacts below surface AC1 to avoid contact with shields of free connectors.
Applies in the mated state.

7 Flat surface.
8 Projections beyond AL1 dimension shall not prevent finger access to the free connector locking device.

9  Allinternal corners in the connector cavity shall be 0,38 mm radius maximum unless otherwise specified.

Figure 3b) — Section A-A

Figure 3 — Fixed connector details
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Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter
mm mm mm
A1 1,47
B1 0,71
K1 5,84
s1 12,04 11,84 11,04
T 4,19 3,94
W1 538 W
X1 6,86 6,68 \| \
Y1 2,40 \\
z1 2,08 %
AA1 1,24 Q \ >
AB1 0,38 (\ ¢ \
ACH 6,96 P SN XD
AD1 0,13 ( ~
AH1 \ 1,02
N O
AK1 8,66 38
AL1 \ 1,40
AM1 \ \\ 1,52
AP W 127
0,76
5,31
2.16

a TP ifdi

b care
of th

Il screen contacts of the fixed connector always make contact with the screen [contacts

— Letter Maximum Suggested minimum
AJ1 15°
AN1 3°30°
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3.2.4 Free connector

BA2
S2
SA2
AD2 B2 BJ2
% BC2 AW?2
7
|
T Sf | o
3] =t | BH2 5 O Y 1| &
[a1]

—

Z2
/

AY2

BB2

(B ~— : ABz/ (T
4

BK2\ {1

U, 759 mm

7x AH2

BP2
@ IEC 2362/07

Key

N

Full radius permitted on all slots.
These dimensions apply to the locations of the contact slots.

Applies with locking device depressed.

A WON

SG2 refers to foremost extension of the screen at the bottom of the plug.

Figure 4 — Free connector view
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Table 3 — Dimensions for Figure 4

Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter
mm mm mm

A2 a) a) a) 1,17

B2 2) 3) a) 0,56

S2 11,79 11,58 11,68

T2 3,38 3,12

W2 6,17 6,02

X2 6,02 5,77 RN

Y2 2,34 ~

N
72 2,06 AN\

AA2 1,24 D%

AB2 0,64 0,38 ﬁ \ >

AC2 6,71 550 X \ 6,60

AD2 0,64 /‘\e\%\\

AH2 ( N 1,02

AW2 0,51 NN

AX2 1,32 ¢ A WV

AY2 2,87 Na67 /

BA2 ( . \ 12,32

BB2 114 \ \ \ 0,38

BC2 \ ( 1,02 V 0,51

BD2 / &N L/ 0,51

BE2 SN N\ >

BF2 N\ 0\.64\x

BG2 A\ \ 0,6 0,38

BH2 \ 0,13

<Q/|2 \ B 15,88 14,61

SA2 4,22

SB2 1.66

SD2 4,95

SE2 6,85

SG2 1,50 b
a) See Table 1.

b) When this dimension is less than 6,85 mm (for further study), and the free connector is mated with a IEC 60603-7-7
fixed connector, utilising switch option 1, there is a possibility that signal conductors 3,4,5,6 of the fixed connector may
make contact with the screen of this free connector.

Letter Maximum Nominal (ref)

BJ2 Full radius

BK2 3°30'
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4 Cable terminations and internal connections — fixed and free connectors

4.1 General

A connector may include multiple terminations between the cable termination and the
separable contact interface. These may include press-in connections of jack springs into
PCBs, for example. All terminations shall meet the relevant termination requirements given in
this standard.

If a type of solderless termination which is not covered by any IEC specification is used, the
supplier_shall assure its reliability by performing similar tests, and demonstrating a similar
level of performance, to those in the IEC 60352 series.

Free donnectors are intended to be terminated to cable to provide\ connetior and cable
assemplies. The connector type designation provides basic termingtionss\contserming the type

of con ype of
conneq g wire
gauge cable
jacket, a free
conneq tc., do
not reg

If the assure

h

D .

that all

4.2 [fermination types
4.2.1 Solder terminatig

Solder

4.2.2

4.2.3

Crimp

4.2.4

4.2.5 Press-in terminations (compliant pin)

The press-in pin terminations shall conform to IEC 60352-5.

4.2.6 Spring clamp terminations

Spring clamp terminations shall conform to IEC 60352-7.

4.2.7 Other types

In the case where a type of solderless termination is used which is not covered by any IEC
specification and the supplier cannot demonstrate a similar level of performance or there is no
applicable IEC 60352 standard to be used as a reference, the supplier shall show
conformance with the full test schedule in 7.7 for all possible variations of terminations, for
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example each cable construction type (screen construction types, wire construction (solid,
flexible)) the connector is intended to be used for.

5 Gauges

5.1 Fixed connectors
Gauges shall be made according to the following requirements:

Material: tool steel, hardened.
V = Surface roughness, according to ISO 1302.

Ra = 0,25 um maximum.
A 0,01[mm wear tolerance shall be applied.
Clearapce shall be provided for connector contacts.

=[owsmm @
,@{af

IEC 91/05

Key

1 Four places.
2 Six places.
3 All around.

Figure 5 — “Go” gauge
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<‘X3’ﬂ

——

AKE

B S

| . /
v

IEC 092/05

Q% .

AK7

Lot
/ )
’

j—t K7L
L‘ wr 4“ &=}

IEC 093/05

Key

1 Four places.
2 Six places.
3 All around.

Figure 6b) — “No-go” gauge height

Figure 6 — “No-go” gauges
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Table 4 — Dimensions for Figures 5 and 6

Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter
mm mm mm
S3 11,796 11,786
S5 12,050 12,040
S7 11,68 11,58
X3 10,16
AB3 0,51 0,389 0,450

AL Pl Z WA e 706

Iy —avy o110 \"rEmvavy

AC5 6,45 6,35 ( \

AC7 6,970 6,96 (\

BC1 0,89 0,64 \ \&\76

w3 6,12 6,109 ( \ \

W5 6,38 6,305\ \ol) \
w7 5,97 PN )
AK3 8,357 /R348 N
AKS5 8,13 AN\ gosk

AK7 8672 /N AN\ > [ask )
N/
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5.2

Free connectors

Material: tool steel, hardened.

= Surface roughness, according to 1ISO 1302.
Ra = 0,25 um maximum.
A 0,01 mm wear tolerance shall be applied.

— 25—

A
———
| I
AX2_~ N

% A({é-\
A AT2 B
L - | /N
AD4 —— — AD4
AK4 AK4
AB4
AB4 ——
=10,1mm [C]
IEC 405/07
At axoomnid
gauge
Height gauge
Figure 7 — “No-go” gauges
Table 5 — Dimensions for Figure 7
Maximum Minimum
Letter
mm mm
S4 11,593 11,582
S6 11,989 11,887
w4 6,02 6,010
W6 6,40 6,30
AB4 0,38 0,0
AC4 6,91 6,81
AC6 6,512 6,502
AD4 0,127 0,0
AK4 9,42 9,32
AT2 15,29 15,19
AX2 0,635 0,38
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AB6

A AD6
—— AXD @ A i AD6
T |
CA awz Aks A
|-B-1 1 V 1 4* ] 7\
. ‘
AA4 J AJ2 , =]
s AC6
AY2 i L /K/’\;\
’>ﬁ<7 E /\ 4 4 RN
e =|005mm [c]} e
A <
Section A-A

@}

095/05

Letter L\/\ x\ - Minimum
mm mm

AR ) £ RN 1,448 1,438
s8 NIAN S 11,847 11,836
T4\ N ) 4,115 4,013
N6 \ \¢ 6,198 6,187
Qx4 S0\ 6,604 6,594
AN NN 2,39 2,34
200N\ 2,39 2,29
Aad O\ 1,255 1,245
AB6 0,38 0,0
AC8 6,767 6,756
AD6 0,13 0,0
AK8 8,357 8,346
AW2 9,42 9,32
AX2 0,64 0,38
AY2 0,305 0,295
AZ2 11,91 11,81

Letter Maximum Minimum
AJ2 16° 14°
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6 Characteristics

6.1 General

Compliance to the test schedules is intended to ensure the reliability of all performance
parameters, including transmission parameters, over the range of operating climatic
conditions. Stable and compliant contact resistance is a good indication of the stability of
transmission performance.

6.2 Pin and pair grouping assignment

For thpse specifications for which pin and pair groupings are releva less otHerwise

specifigd, the pin and pair grouping assignments shall be as shown in Fj

A LA

1 2

27

N

(@aN
\> IEC 096/05
3 ed\conngctor pin and pair grouping assignment
ont view of connector)

slimatic category

6.3 [la

The lowest .and ost temperatures and the duration of the damp-heat steady-st
should| be( selectetdfrom the preferred values stated in 2.3 of IEC 61076-1:2006.
connegtorS-are classified into climatic categories in accordance with the general rules
IEC 60 =t ; ;

test has been selected to comply with the IEC 61156 series.

Table 7 — Climatic categories — Selected values

Lower temperature Upper temperature Damp heat, steady state
Climatic category
°C °C days

40/070/21 -40 70 21



https://iecnorm.com/api/?name=a89d1b26364bc4ff0eea069339b0c4f8

- 28 - 60603-7-3 © IEC:2008

6.4 Electrical characteristics
6.4.1 Creepage and clearance distances

The permissible operating voltages depend on the application and on the applicable or
specified safety requirements.

Insulation coordination is not required for this connector; therefore, the creepage and
clearance distances in IEC 60664-1 are reduced and covered by overall performance
requirements.

igtics of

Th f P b ¥ B-a-Er S lagran dia
ere PTC, TS oo T puaygT—arma oo ararroc T UutS

mated [connectors.

In pragtice, reductions in creepage or clearance distances may o juctive

pattern] of the printed board or the wiring used, and shall duly be ta
See taple 8.

Table 8 — Creepage and cleayance-di

Minimum distance between contacts and shield or W istance Men adjacent conflacts
chassis /\
m&m@e

Creepage Clearance &\mmj\/ Clearance|
mm mm mm

\ \0,36 0,36

6.4.2

Condit|ons:

6.4.3

Condit|ofs:; IEC 60512, Test 5b

All contacts, connected in series

The permanent current carrying capacity of each signal contact when connected in series in
accordance with the requirements of 2.5 of IEC 61076-1:2006 shall comply with the derating
curve given in Figure 10.
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The ma

6.4.4

Condit

6.4.5
Condit

6.4.6
Condit

6.4.7
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A

2,5

2,0

1,5

1,0
~N

05 AN

Current-carrying capacity A

0 e
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ambient temperature of connector °C

imum temperature rise is 30 °C when applying 0,75 A at ambient 60°

Initial contact resistance — interface onl
connectors)

ons: IEC 60512, Test 2a
Arrange according to 7.2
Mated connectors

Input-to-output d.c. resistance unbalance
ons:~ IEC 60512, Test 2a

e fixed and free

Mated—conmectors

Connection points: Cable termination to cable termination

Among all signal conductors, maximum difference between maximum and

minimum

50 mQ maximum

Initial insulation resistance

Conditions: IEC 60512, Test 3a

Method A

Mated connectors

Test voltage: 100 V d.c.

Between each signal contact and shield: 500 MQ minimum
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6.4.8 Transfer impedance
Conditions:  Annex |, Transfer Impedance

Mated connectors, terminated with each cable construction intended to be
allowed for these connectors

All types: <0,17093Q from 1 MHz to 10 MHz
<0,021Q from 10 MHz to 80 MHz
where f'is the frequency in MHz

6.5 Transmission characteristics

6.5.1 General

Categqry 5 performance level, respective to transmission chara rmined
accordjing to the specific test methods described in test group ER/ GCa nission
performance, interoperability and backward compatibility shall b 3fing the
fixed donnectors with the full range of free connectors or tes G K i ex C.

Interogerability and backward compatibility of free connecgto y e ed by
testing|them against the limits in Annex C.

All trapsmission performance requirements apply be i e planes specffied in
Clausd D.8.

6.5.2 Insertion loss
Condit|ons: Annex E, Insertion loss

Mated connectors

All types: Hz) where f'is the frequency in MHz

Wheney in a value less than 0,1 dB, the requirement shall
revert tg

6.5.3
Condit

rement

6.5.4

All types: <2,5 ns

The propagation delay test does not need to be performed, since it is assumed
that connectors comply by design

6.5.5 Delay skew
All types: £1,25 ns.

The delay skew test does not need to be performed, since it is assumed that
connectors comply by design

6.5.6 NEXT loss
Conditions: Annex G, NEXT loss, pair to pair (PP)
Mated connectors, between all combinations of 2 pairs of contacts

All types: 283 — 20 log(f) dB (1 MHz < < 100 MHz) where fis the frequency in
MHz
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Whenever the formula results in a value greater than 80 dB, the requirement
shall revert to 80 dB

6.5.7 Power sum NEXT loss (for information only)

Conditions: = Mated connectors, between each pair and all other pairs combined

All types: 280 — 20 log(f) dB (1 MHz < /< 100 MHz) where fis the frequency in
MHz

NOTE This characteristic is achieved by compliance to PP NEXT (6.5.6), and there is no necessity to test it.

6.5.8 FEXT loss
Conditjprs——ArrextH—FEXFpaito-pair
Mated connectors, between all combinations of 2 pairs of contacts

All types: 275,1 — 20 log(f) dB (1 MHz < /< 100 MHz
in MHz

Whenever the formula results in a value greate
shall revert to 75 dB

juency

ifement

6.5.9 Power sum FEXT loss (for information only)
Conditlons:  Mated connectors, between each pair 4

All types: 272,1 — 20 log(f) dB (1 Z < J vhere fis the frequency
in MHz

—

NOTE [This characteristic is achieved by complia 2638), and there is no necessity to test

6.5.10( Transverse conversion loss

nsverse co veross

in a value greater than 40 dB, the requifement

Conditlons:  Annex J, Tra

< <100 MHz) where f'is the frequgncy in

6.5.11
Condit

gver the formula results in a value greater than 40 dB, the requifement
shall revert to 40 dB.

6.5.12 Coupling attenuation
Conditions:  According to EN 50289-1-14
Mated connectors
All types: 235 dB from 30 MHz to 100 MHz
275 — 20 log(f) dB from 100 MHz to 1 000 MHz
where f'is the frequency in MHz

NOTE Coupling attenuation is assumed to be fulfilled when transverse conversion loss and transverse conversion
transfer loss are met on the full bandwidth.
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6.6 Mechanical

6.6.1

Mechanical operation

Conditions: IEC 60512, Test 9a

NOTE

Speed: 10 mm/s maximum

Rest: 1 s minimum (mated and unmated)
PL 1: 750 operations

PL 2: 2 500 operations

PL1 and PL2 are defined in Clause 2.

6.6.2
Condit

6.6.3

Condit

7 Te

7.1

See Clause 5 of IEC 61076x1:2006.

This d
specin

Individ

It is p

whole

detail 4

The c
accord

Effectiveness of connector coupling devices
ons: |IEC 60512, Test 15f
All types: 50 Nfor60s +5 s

Insertion and withdrawal forces
ons: IEC 60512, Test 13b
Speed: 10 mm/s maximum

All types, insertion and withdrawal: 3Q
sts and test schedule

General

pcument states
ens for each tes

ance with this standard) and the nun
ual varian " nitted pe tests for approval of those particular variar

equired (which may be less than the range covered
ature and characteristic shall be proved.

Unlesq otherwise specified, mated sets of connectors shall be tested. For contact res

measu

hber of

of the
by the

stance

rements, care shall be taken to keep a particular combination of connectors tg

gether

during the complete test sequence; that is, when un-mating is necessary for a certain test, the
same connectors shall be mated for subsequent tests.
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7.2

Key

N

Arrangement for contact resistance test

O, ®
/
@j% ’

xed connector.
oint B.
pint A.
s short as practical (exc

Fee connector.

pint C. Q
s short as prasfica

ontact resistan

ermine the bulk resistance of the free connector between points B and C of Fig

caletlation or by measurement. This resistance is noted Rgc

98/05

ure 11

ure 11

Measure the total mated connector resistance between points A and C, following the

req

uirements and procedures of IEC 60512, Test 2a. This resistance is noted Ry

Calculate the contact resistance by subtracting the sum of the bulk resistance of the fixed
and free connectors from the total mated connector resistance.

Contact resistance = Ryc — (Rag) + Rgcl)

where | indicates initial value.
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7.3 Arrangement for vibration test (test phase CP1)

0
;\@ﬁ >203,2

>203,2

IEC 099/05

Key

-
I
X

ixed connector vibration feature.
Contact point.
Point C: secure to the

e connector,
Fixgd connector rigid

Mopinting plate.

o N o a A WwDN
M
=
(0]

7.4 lTes

The tegt methods spegified and given in the relevant standards are the preferred methgds but
not negessarily the only ones that can be used. In case of dispute, however, the specified
method shall be used as the reference method.

Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under standard atmospheric
conditions for testing as specified in IEC 60068-1.

Where approval procedures are involved and alternative methods are employed, it is the
responsibility of the manufacturer to satisfy the authority granting approval that any
alternative methods which he may use give results equivalent to those obtained by the
methods specified.

7.5 Preconditioning

Before the tests are made, the connectors shall be preconditioned under standard
atmospheric conditions for testing as specified in IEC 60068-1 for a period of 24 h, unless
otherwise specified by the detail specification.
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7.6 Wiring and mounting of specimens
7.6.1 Wiring

The wiring of these connectors shall take into account the wire diameter of the cables defined
in IEC 61156-2, IEC 61156-3, IEC 61156-4 and IEC 61156-5 as applicable. Where wiring of
test specimens is required, this detail specification contains information suitable to comply
with the selected methods of test.

7.6.2 Mounting

When mounting is required in a test, unless otherwise specified, the connectors shall be

rigidlylmounted on a metal plate or to specified accessories, whichever 45 applicable| using
the spécified connection methods, fixing devices and panel cut-outs as Ja detail
specification.
7.7 Test schedules
The test parameters required shall not be less than those li
7.71 Basic (minimum) test schedule
Not applicable
7.7.2 Full test schedule
7.7.21 General
The fdllowing tests specify to be
fulfilled.
For a complete test CB Y . uals 5
groups of 10 for ) P.)One group of 2 shall be for transmission festing,
group EP. The C 3 th |The N
stands|for each ca or.
Test gf N times with the specimens terminated with the dffferent
cable d ectors are intended to be used for.
ponly to
hall be

)
subjected to the preliminary group P tests in the foIIowmg sequence; see Table 9.

The specimens shall then be divided into the appropriate number of groups. All connectors in
each group shall undergo the following tests as described in the sequence given, required
alteration of the sequence of tests or adding of new tests to verify additional connector
characteristics.
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Table 9 — Test group P
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T Test Measurement to be performed
est
phase : IEC 60512 Severity or : IEC 60512 :
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
P1 General Visual 1a There shall be no defects
examination examination that would impair normal
operation
Examination 1b The dimensions shall
of dimensions comply with those
and mass specified in the detail
specification
P2 Polarization Not applicable
P3 Contact Measurement points | Millivolt level 2 N nce =
resistance as in Figure 11 method m
All signal contacts
and shield /
specimens
P4 100 V d.c. Insulati@n 0 MQ minimpm
Method A resi ce
Mated connectors
P5 Signal contact to oltag proo}\ \Q/ 1000 V d.c. off a.c. peak
signal contact
Metho >
Mate€| connectqrs
All signakcontacts\o 1500 V d.c. off a.c. peak
shield est page
Method A
Mated onn%
W
7.7.2.3 Test group
Q able. 10 Test group AP
/\\ \\Tes}‘/\ Measurement to be perfgrmed
Test
IEC . IEC
phase 60512 Severity or Title 60512 Requfrements
e5tNo condition of test Test No
AP1 nsextion a * 3b Connector locking device Insertion force 30 N
ithdr: U depressed maximum
forc .
Withdrawal fqrce 30 N
maximum
AP2 Effectiveness 15f Rate of load application 50 Nfor60sft5s
of connector 44,5 N/s maximum
coupling
device
AP3 Rapid change 11d -40 °C to 70 °C

of temperature

Mated connectors
25 cycles 1 = 30 min

Recovery time 2 h
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Table 10 (contin

ued)

Test Measurement to be performed
1f5t IEC Severity or IEC
phase Title 60512 verity Title 60512 Requirements
condition of test
Test No. Test No.
AP4 100 V d.c. Insulation 3a 500 MQ minimum
Method A resistance
Mated connectors
AP5 Measurement points as in [ Contact 2a 20 mQ maximum change from
Eicura-141 racicstanca HEN 1P |
g e
All signal contacts and
shield / specimens ~
AP6 Signal contact to signal Voltage proof a 008V d. ra.c. peak
contact:
Method A
Mated connectors
All signal contacts to \ ) 500 V d.c. ¢r a.c. peak
shield and test panel:
Method A
Mated con/“\ctors /\ N
AP7 Unmated®gonn < Visyal N\ 1a There shall bp no defects that
examipation would impair jnormal operation
AP8 Cyclic See 21 cycles;
damp heat | IEC 60068- | low temperature °C;
2-38 high tempecatu C;
0
AP9 Contact 2a 20 mQ maxinmpum change from
resistance initial for sigrjal contacts
Il Input to outpdit resistance
(\ shigld / specimens 100 mQ maximum for shield
AP10 i \13b %nnector locking device Insertion force 30 N maximum
depressed
P Withdrawal fdrce 30 N
forces maximum
AP11 Effectiven 15f Rate of load application 50 N for60s|+5s
ess of 44,5 N/s maximum
connector
coupling
device
AP12 Unmated connectors Visual 1a There shall be no defects that
examination would impair normal operation
AP13 | Solderabili As applicable
ty
AP14 | Resistanc As applicable
e to
soldering

heat
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Test Measurement to be performed
L?ste IEC Severity or IEC
p Title 60512 e Title 60512 Requirements
condition of test
Test No. Test No.
AP15 a) Signal contact to signal Voltage 4a 1000V d.c. ora.c.
contact: proof peak
Method A
Mated connectors
ALl oignal contacte ta chiald 1. 500\L rl_ c. Or a.c.
and test panel: eak
Method A
Mated connectors /\ (\
a) Step JAP15 shall not be performed if solderability and resistance to solderlr}g’hea\t eN\M\{erf mew.
7.7.2.4 Test group BP
Table 11 — Test g OLf?P
F\>
Test A ( ement to be performed
Test /\
phasg¢ . IEC 60512 Se erlt r IEC 60512 .
Title Test No. conditi Test No. Requirements
BP1 Locking- 2 N operations (see See Annex B
device mecha icaI
mechanical
operations
BP2 Mechanical 9a PL1: N =750
operation o
ed PL2: N = 2 500
t1s
(when mated and
ted). Locking
devicg inoperative
BP3 4 days 119
Half of the samples in
mated state
Half of the samples in
unmated state
BP4 Measurement points | Contact 2a 20 mQ maximym change
as in Figure 11 resistance from initial for pignal
. contacts
All signal contacts
and shield / Input to outputl resistance
specimens 100 mQ maximum for
shield
BP5 Mechanical 9a NI2 operations (see
operations mechanical oper-
ations)
Speed 10 mm/s.
Rest 5 s (when
unmated).
Locking device
inoperative
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Table 11 (continued)

T Test Measurement to be performed
est
phase : IEC 60512 Severity or : IEC 60512 :
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
BP6 Measurement points | Contact 2a 20 mQ maximum change
as in Figure 11 resistance from initial for signal
. contacts
All signal contacts
and shield per Input to output resistance
specimen 100 mQ maximum for
shield
BP7 700 Vd.c. Tnsulation 3a MQ minimpm
Method A resistance
Mated connectors
o~
BP8 Signal contact to Voltage proof 4 1P d.c\oill a.c. peak
signal contact:
Method A
Mated connectors
All signal contacts to 50M d.c. of a.c. peak
shield and test
panel:
Method A
Mated connectors m
BP9 M 1a There shall be|no defects
%xam nat that would imppir normal
operation
7.7.2.5 Test group CP %
Table Test group CP
Test Measurement to be performed|
oo \/ \c eos\eﬁ \s it 2 IEC 60512 :
phasg : SI~2\ everity or . .
Title \%NO' %\giti of test Title Test No. Requirerhents
CP1 Vibration d \f= (19 to 500) Hz, Contact 2e 10 us maximurh
‘tude = disturbance
0,35 mm
Acceleration =
50 m/s?2
10 sweeps/axis
Measurement points
as in Figure 12
CP2 Measurement points | Contact 2a No disturbance of plug
as in Figure 11 resistance and jack betwdgen

All signal contacts
and shield /
specimens

vibration test and
measurement

20 mQ maximum change
from initial for signal
contacts

Input to output resistance
100 mQ maximum for
shield
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Test Test Measurement to be performed
es
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
CP3 100 V d.c. Insulation 3a 500 MQ minimum
Method A resistance
Mated connectors
CP4 Unmated connectors | Visual 1a There shall be no defects
examination that would impair normal
operation
7.7.2.6 Test group DP
Table 13 — Test group DP
Test M;a%ure enhto be pexforméd
Test IEC 60512 S it IEC\n\ ;t: \b\ p\(
phas¢ i everity or . i
Title Test No. condition of test T'"}\ No quirements
DP1 Electrical load 9b 500 h 70 °C \ \0/\6 A 5 specinmens
and Recovery period 2 h No current 5 specimens
temperature ~
DP2 100 V d.c. sujatjon 500 MQ minimum
Meth istanc
Mate co
DP3 Signal eqQntac to oltagw 4a 1000 V d.c. off a.c. peak
signal c ct
Method A
Mated\conn rs
s 1500 V d.c. o a.c. peak
DP4 Q Mctors Visual 1a There shall be|no defects
examination that would imppir normal
operation
DP5 \ Meas rement points | Contact 2a 20 mQ maximym change
Flgure 11 resistance from initial for pignal
All signal contacts contacts
and shield / Input to output| resistance
specimens 100 mQ maximum for
shield
DP6 Gaugt Annex L Both, free and fixed All samples tegted shall
connector pass all gaugep and
forces
DP7 Gauging Annex A All signal contacts Contact 2e 10 us maximurp
continuity and shield / disturbance

specimens
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7.7.2.7 Test group EP
Table 14 — Test group EP
Test Measurement to be performed
Test
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
EP1 All pairs Insertion loss | Test 25b Per Clause 6
and Annex
E of this
part of
IEC
60603-7
EP2 All pair NEXT loss Test 25 Per Clause 6
combinations, and Aghe
both directions
EP3 All pairs, both Return | er Mse 6
directions
$) &
EP4 NFEX Ios@ ;}t 25a | Per Clause 6
nd Annex
H of this
part of
IEC
60603-7
EP5 \>ansverse Annex J of | Per Clause 6
Onversion this part of
loss IEC
60603-7
EP6 Transverse Annex J of | Per Clause 6
conversion this part of
transfer loss IEC
A 60603-7
EP7 Input to ou{put Me_;,aﬁnement points [ Millivolt level 2a Per Clause 6
d.c. rgSistance as defined in 6.4.5 method
All signal contacts
4 and shield
EP8 Measurement points | Millivolt level 2a Per Clause 6
as defined in 6.4.6 method
All signal contacts
All mee‘surements shall be performed on mated connectors.
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7.7.2.8 Test Group FP
Table 15 — Test group FP
Test Measurement to be performed
Test
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
FP1 Surge test ITU-T Mated connectors Test 2.1 and 2.2:
K.20:2000 L
Table 2a/2b Acceptance criteria A per
) ITU-T K.44:2000, Clause
Basic test level 9
Tests 2. 1.1d, 2.1.10, 2.3
2.1.3, 2.2.1a, and
2.3.1a Acceptance)criteria B per
| J (K24 0, Clause
JANNE
FP2 100 V d.c. Insulation a 00 Lim
Method A resistance
Mated connectors
FP3 Unmated connectors | Visual ere shall be|no defects
examinatio thrat would imppir normal
operation
7.7.2.9 Test group GP G
Tabl - t'group GP
[N
est Measurement to be performed,|
e — L\
phase Title IEC 051\2\ eueryor Title IEC 60512 Requirements
[\'Qest o. iti test Test No.
GP1 High 9b
tempera rigd 2 h
in mated
A\
apP2 | | cyclic da e 21 cybles,
heat IEC600
) Low temperature
25 °C,
q High temperature
65 °C,
Cold subcycle
-10 °C,
Humidity 93 %,
Half of the samples
in mated state,
Half of the samples
in unmated state
GP3 Additional tests for
further study
GP4 Transfer Annex | Per Clause 6
impedance
GP5 Coupling EN 50289- | Per Clause 6
attenuation 1-14
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Annex A
(normative)

Gauging continuity procedure

A.1  Object

The object of this test is to check whether, in worst-case conditions of the free connector, the

electrig¢al continuity for signal contacts and shield is guaranteed.

A.2 |Preparation of the specimens

A gaude according to Figure A.1 should be applied to test the f

A.3 |[Test method

Apply fo the test specimen and to the gauge a
each individual contact of the fixed conp

For the test of the signal contacts, th
upwards until it stops against the plasti

For the test of the shield
sides pf the connector until i
movenjents shall be repe

During|the mov
arrow in Figure A%

A.4 Final measuxein

The fixe
maximy

will meet the requirements if no discontinuity or a
onitored for each individual contact.

A.5 |Descriptionof the continuity gauge

imen.

e. For

moved

o both
5. This

by the

10 us

The gauge shall be made according to the Tollowing Specification (See Figure A.T):
Material: tool steel, hardened with suitable plating finish.

Surface roughness: according to ISO 1302 Ra: 0,25 um maximum.
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Table A.1 — Dimensions for Figure A.1

Letter Maximum Minimum
mm mm

A1 11,59 11,57

B1 4,90

c1 0.8 0,6
D1 4,12 4,10
E1 15,0
F1 0,89 79

H1 0,47 A 0a5¢
J1 0,69 AN \059

L1 6,72 AN 8% N\ /]

N1 5,90 C N0 588
P1 47 { O\ 43
R1 1,6 AN\ N 1.4
S1 146 [ ) 1,44

T1 o \\"/ I N\
X1 4 ok ¢ AN 04
Y1 N/ 5,0
4 N

Letter \ Q%(imbn\/ Minimum

K1 < 4 Ssbe 24°

r
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Key

N

A~ wWwN

X1

insufation part.

— 45—
. ©
C1 D1
EL
F1
(3) 1
1 4
J1 N Y7
N
1

ay not extend beyond radius of steel part.

Figure A.1 — Gauge

IEC 100/05
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B.1

Annex B
(normative)

Locking-device mechanical operation

Object

The object of this mechanical endurance test is to assess the operational limits of the locking

device

B.2

The sp
for app

B.3

The sp
cycles

The sf
cycles

on the free connectors.

Preparation of the specimens

Test method

ecimen shall be subjected to mes
as specified in Table 11, groug

The s

Mechahical aidﬁ@
ce abnormal’sts

introdd

B.4

After
IEC 60
crackir

6f operations, when visually examined in accordanc
pecimens shall show no visual indication of fatigue or

pssible

hber of

ped 20

do not

e with
stress
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Annex C
(normative)

Test-plug requirements

C.1  General

In this Annex, unless otherwise specified, frequency is given in MHz.

Test plugs shall be measured according to the procedure in Claugé\C.8. ey-shall be
measul:ed mated to a reference jack as described in Clause : NEXT
measufements, the NEXT of the reference jack shall be subtracted. Table
C.1 fon the NEXT of the reference jack. Clauses C.2 to C.6 are fo specify
how th wved to
select extent
that th

When ted jh a pyramid, channel,
or othsg e impedance.

C.2

250 M

The rdturn loss of the
lengthg of approximatg

a length of approximately 14
der conditions of actual use. C
hs of 81 mm will result in a plug le

excess of 35 dB from 1 NHz to

0 mm.
ut four
ngth of

fit the

jumper;

D3-7 in
where
B to its
tended

approdimately 75 mm| ing is. If the commonly available impg¢dance
management fix i IS\Wi assmall length of wire to be trimmed off tg

plug on the fixtu

NOTE estimated by measuring the through delay of a 150 mm
however

Take 3 g at’conforms to the dimensional requirements of IEC 606

which fhe’8 axe parallel and at the same height. Machine off the back end,

the strai ) at phe plug is 13 mm long from the nose where the contacts ar

back. Drill 8~ sgnductgr pdaths through the nose, so that the individual wires can be ex
through the nosé:

Untwisft about 19 mm of one end of the four 81 mm long twisted pair wires. Strip off 1

mm to

2 mm of insulation from the untwisted end, so that 0603 package size resistors can be
soldered there later. Place them in the plug, extending 6 mm beyond. The 3,6 pair will have to
be split apart, but bend it back together as soon as practical after it exits from the nose. On
the back end, insert pair 3,6 toward the locking tab from pair 4,5; later, we will bend it toward

the loc

king tab and pair 4,5 away from the locking tab.

Set the plug blades into the wires.

Arrang

e the conductors according to Figure C.1.
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Zp

6 mm max.
0,25 inch
max.

e
100 Q

Cut to length

45° ﬁ<_ 13 mm (0
typical ’

EC 102/05

The insylation of the twisted pairs are touching one another throughout their le
Pair 3,6|is bent together as quickly as possible after it exits the plug nose

Conducfors 2 and 7 are bent away from conductors 3 and 6 aximizes the distahce and

minimizg¢s the coupling between loops 3,6 and 1,2, and 3,6 and 7,8.

The wirg¢s are bent at an angle of 45° to the pJug axis.

nakes /all loops,orthogonal and minimizes their
coupling.

Conducfors 3 and 6 are bent toward the locking tak, afe bent toward the blades.
Solder ( e\wire tips as shown. The return logs of the
resistor [shall be >40 dB from 1 Nz. g resisters”as small as 0603, it will be unnecessary to

spread the conductors of the twiSted\pairs

Where the twisted pairs exit A gnd them at an angle of 45°, or any conveniept angle,
away frdgm the plug axis. Be j a . —and pair 4,5 away form the plug tab. Stabilize the back
of the pl

C3

C.3.1

Since S g rization involves 3 measurements and subtractions betwepn the
measufements; yecessary to take all 3 measurements at the same frequenciep. It is
therefdre stuggested.that for test-plug qualification, a linear sweep of 401 points from|1 MHz
to 401 Mz always be used.

Calibrate the network analyser using a full 2-port calibration. Use open, short, and load
standards directly on the balun. For the through calibration, place the baluns back to back so
as to maintain polarity, with a zero-length though standard. Alternatively, a non-zero length
through may be used and its effects calibrated.

C.3.2 Port extension
Cc.3.2.1 General

The port extension function of the network analyser may be used to locate the reference
plane of the test plug at the interface of the test plug and reference jack. Alternatively, real
and imaginary data in volts/volt may be obtained from the network analyser, and the reference
plane may be moved in post-processing using a spreadsheet.
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Note that in the case of the reference plug, the port extensions cannot be determined during
calibration, since there is no way to have the reference plug terminated open and short when
the resistors are on it. Therefore, the suggested procedure cannot be used, and an alternate
procedure, such as determining the plug delay after the fact and using a spreadsheet to
adjust the phase of the data, shall be used.

The time constant for the port extension shall be determined in the following manner:

A full 1-port calibration shall be performed to establish a reference plane location at the balun
port. The settings of the network analyser shall be sufficient to achieve a maximum of +5 ps of
random variation. The recommended settings are as follows:

a) Measurement function is S, delay.

b) Averaging 4x or higher.

c) Intermediate frequency bandwidth (IFBW) 300 Hz or less.
d) Set smoothing to 10 %.

C.3.2.2 Port extension measurements

a) With the test plug or reference plug connected fto the easure the S}, time
delpy determined with an open circuit at the\plug ¢ Z(TDopen_somHg) and

100 MHz (TDgpen_100mHz) for each/pair,

b) Place a short on the plug. This short shal ins of the pair under test at|the tip
of |the plug. Measure the §;; d pair at 50 MHz (7Dgnort_somH) and

100 MHz (TDghort_100MH [ orted i s/Manner.

c) Construct a spare plug\Measure th d 7Is spare plug mated to the shorting jack.

Then, solder acros ¢ plug and measure its shorted S,¢[delay.
Calculate the delay ack as the difference between these delays, with an
allgwance of J in-the sqlder on adjacent pairs, and 15 ps on the split pair
36.| Adjust theMhg Qf the test or reference plug shorted by subtract|ng the
delpy of the shg

d) The¢ time delay fo i is determined by the average of the open- and| short-
cirguit ti ents at 50 MHz and 100 MHz (4 numbers averaged).

These [timie>¢ ements represent round-trip time delays. The one-way time delay is
one hglf of the~yound\rip 514 delay. For the purpose of NEXT loss measurements fgr each
pair, the one~way:"ti Elays of the wire pairs involved in the measurement shall be ysed to
set thel port_extens; mount for each port as calculated in equation (C.1).

TDopen 50MHz + TDopen 100MHz  + TDshort 50MHz + TDshort 100MHz

PortExtension = 3 C.1)

NOTE 1 The time-delay measurements are dependent on proximity to ground planes. Then positioning of the wire
pairs should remain as constant as possible during all measurements.

NOTE 2 The measurement accuracy of this method is approximately 20 ps in a round-trip measurement,
corresponding to a one-way distance of approximately 2 mm.
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When the test plug NEXT loss is measured, the appropriate port extensions shall be applied
after calibration to align the test plug mated to reference jack data and the reference plane of

the jack vector in Table C.1. This may be done by the following:

1) Turn the port extensions of the network analyser on.

2) Enter the calculated port extension constant for each port (1 and 2) of the network

analyser.

C.4 De-embedding reference plug NEXT measurement

Cut off|the resistors and the wires coming from the nose to the resis$

C.5 |De-embedding reference NEXT jack constru

C.5.1 General

Make a de-embedding reference jack as follows (s

Start with Stewart part number SS-6
it on a| PWB with 100 Q traces leading
surfacg mount 100 Q + 0,1 % resistorg

jack mpy be used if the lab can demonstrate that theyncap>achieve equivalent results. T
jack wire leads that protrydesthrough the PW e _ttp of the solder. The top of the
= ' W

shall npt be more than 1,0

STEWART 5.4 TIA
CONNECTOR DE-EMBEDDED
SYSTEMS JACK MODULE

; REV [B-1]

Lt s
phase

Mount
ion RF
renced
rim the
solder

IEC 103/05

Figure C.2 — De-embedding reference jack

C.5.2 De-embedding reference NEXT jack selection

The procedure described in this subclause defines a Figure of merit for the consistency of the
reference jack. The reference jack used to measure test plugs shall be within the best 25 % of

at least 20 reference jacks measured on all pair combinations.
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This will minimize the measurement variance due to the variance within this lot of jacks.

The de-embedding procedures specified in Clauses C.1 to C.3 should be used to measure the
reference jacks. The performance of a particular laboratory de-embedded reference jack shall
be verified by determining the mated NEXT loss vector of multiple jack samples using one
reference plug. A reference jack sample size of at least 20 pieces shall be measured.

The figure of merit shall be determined as follows:

a) Build a reference plug according to the instructions of Clause C.1.
b) For each pair combination, do the following:

- Measure real and imaginary NEXT of the mated reference plug
between 10 MHz and 250 MHz.

- Calculate the average of the mated reference plug and r
and imaginary parts for each frequency point.

and xeferenge jack

J) real

- Discard all real data points for all of the jacks where\the ave a is less
than 316 uV/V.

- Discard all imaginary data points for all of 8 average imaginary
RPRJ is less than 316 pV/V.

- Normalize the difference
measurement.

- Sum all squared da

} um the data for all pair combinatipns for

a figure of merit for each referencerj’rck.

c) Compile the results
eagh sample. This

The sqlected re
jacks ghall be discarg

NOTE MWhenever the V'is greater than 70 dB, the standard deviation should not bel used to
disqualify the refere .

g lowest 25 % of the sample set. The rempaining

C.6

Use thle sameXsalibration, port extension, and impedance management as in referenge plug
measufement.

Measure—theNEXTofthede=embeddingreferenceplug—and—de=embedding—reference jack
mated together on all 6 pair combinations.

The jack vector is the difference between the de-embedding reference plug and de-
embedding reference jack measurements.

C.7 Test plug construction

Trim the test plug leads so that the test plug fits on the impedance management fixture.
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C.8

Use the same calibration procedure and impedance management as for reference plug
measurement as given in Clause C.2. To determine the port extension constants, measure the

Test plug NEXT measurement

delay of the test plug on each pair.

Measure, as given in Clause C.4, the NEXT of the test plug mated to the de-embedding

reference jack on all 6 pair combinations.

The test plug NEXT is the difference between the test plug measurement and the jack vector.

Use th

e values given in Table C.1 for the jack vector.

Table C.1 — Category 6 de-embedded real and imaginary reér\\ e %

Pajr Rey - Real coefficient of reference jac veMl) \>
(f = frequency in
36-45 1 =587x107""x 3 +202x1078 x f2 —1,10><m
1.2-36 =-172x10" " x 73 +381x10 78 x sy 2= \8\)1/6_ \
3.6-178 =128x107 8% r4 - 263x10‘{1\\%\X1OQX1&\362X)B/Xf
1.2-45 =873x100x f2 +307x107"
4,5-178 =203><10‘” NOW&2&§\§1§7\§V
1.2-78 =-251x10 ” +2 4 23x1
Img %@{e}uent of reference jack vector (V/V)
Q = frequency in MHz)
3,645 _3(@/\Q\N 7><10 ><f2 147x106 x 1
12-36 éﬁ%é\%&%smo— < f
3'6—7'8<\\\1%\013\3f +918x107 "% 3 -932x10%x f2+274x10 5 x 1
1,245 \<8>< 3_120x1078x 12+ 6,82x10 0 x 1
45-178 =-167x10"13 % 14 +858x107"1x 13 -225x1078x 12 +496x10 2 x f
1,2-7,8

=601x10""x 14 -458x10"""x 13 +332x107"%x /2 +912x10 0 x 1

NOTE The reference jack vector coefficients in Table C.1 were derived from average measurements
collected using a 4-balun test fixture set-up, incorporating impedance matching for the test leads, with
common-mode terminations applied to all near-end pairs only, using the jack described in C.5.
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C.9 Test plug NEXT requirements
For category 5, the table of values given in Table C.2 applies.

Table C.2 — Test plug NEXT loss limits

60603-7-3 © IEC:2008

Case # | Pair combination | Limit NEXT loss magnitude limit NEXT loss phase limit
A0 (degiges)
Case 1 3,6-4,5 Low < 34,4 - 20 log(f/100) —90 + 3 /1100
Case 2 3;6=475 Higi =376 —=20tog(H1o07 =96—+3106
Case 3 1,2-3,6 Low <42 - 20 log(f7100) -90 + 7100
Case 4 1,236 High > 50 — 20 log(/1100) AN -9 0o
Case 5 3,6-7,8 Low < 42 — 20 log(/1100) N\ 09 A0 K09
Case 6 3,6-7,8 High > 50 — 20 log(//100) < N80 10 100
Case 7 1,2-4,5 High > 50 - 20 log(f/100) (\ \\ \ny phase
Case 8 4,5-7,8 High > 50 - 20 log(71100) NS\ 7\ N\ Any phase
Case 9 1,2-7,8 Low <50-20 Iog(flmm ) Any phase
?  Magnijude limits apply over the frequency range from 10 | \9/1’6 M)@
) Phase|limits apply over the frequency rangefrom'§0 ;
®  When the measured plug NEXT loss is greater it does not apply.
) YVhen A low-limit NEXT loss calculation result 70 dB, there shall be no low limit fof NEXT
0sS.
® Whenf high-limit NEXT loss aIc atio than 70 dB, the high limit NEXT shall rejert to a
limit of 70 dB.
@ g\/\\g\c\:s%xg NEXT loss ranges
comzl:':;tion /\<\(>\We range 2).d).) NEXT loss phase rangp P).¢)
3,645 4\\\8\ogb7\oo XT loss < 37,6 — 20 log(/1100) (=90 + 3/1100)
12|36 < \4\5\ )\Q @g{ﬂ@ < NEXT loss < 50 — 20 log(//100) (=90 +10//100)
3,6 7@/\ \4{— 20\{90/100) < NEXT loss < 50 — 20 log(f7100) (=90 +10/7100)
1,214,5 \ \/NEXT loss > 50 — 20 log(f7100) Any phase
4,5t7,8 > NEXT loss > 50 — 20 log(f/100) Any phase
1,247,.8 NEXT loss > 50 — 20 log(f/100) Any phase
3 Maghitodetimitsappty overthefrequency rangefromm— -tz to—t66-tHz
®  Phase limits apply over the frequency range from 50 MHz to 100 MHz.
® When the measured plug NEXT loss is greater than 70 dB, the phase limit does not apply.

9 When a high-limit NEXT loss calculation results in values greater than 70 dB,
NEXT loss. Refer to Table C.2 for an explanation of the high limit.

e)

Refer to Table C.2 for an explanation of the low limit.

there shall be no high limit for

When a low-limit NEXT loss calculation results in values greater than 70 dB, the low limit shall revert to 70 dB.
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A number of test plugs shall be measured with the de-embedding reference jack, until a
complete set of test plugs, which includes the 9 worst cases from Table C.2, is found. There
are 2 worst cases for pair combination 3,6-4,5, 3,6-1,2 and 3,6-7,8, and 1 for each of the
other pair combinations. Each worst-case plug shall perform as specified in Table C.2. It is
recommended that the slope deviation be minimized, and the number of dBs outside the
ranges specified in Table C.3 be minimized.

NOTE Slope variances from 20 dB/decade may be due to measurement anomalies. The pair combination 1,2-7,8
does not tend to follow 20 dB/decade slope. From 10 MHz to 250 MHz, no test plug shall be below the lower limit at
one frequency point and above the upper limit at another frequency point.

It is recommended that plugs which exhibit worst-case performance on one-pair combination
be withjin the ranges shown in Table C.3 on all other pair combinations. Hgwewver, it willnot be
requirdd to have 9 plugs if more than one worst-case condition is covere ticulgr plug.

3

C.10 |Connector NEXT testing

Fixed ¢onnector performance on all pair combinations shallt t of 12

test pliigs specified in Table C.2.

c.1

For IEC 60603-7-3 connectors, there &

C.12 |Connector FEXT testing

Fixed ¢onnector perform
plug, complying with the

he test

Cc.13

Build 4
Its retd

nex F.

oss requirements for return loss reference plug

\ \/ Frequency range Return loss requiremgnt
Pair combinatio dB
MHz

1,2, 4,5]|and, 7,8 1to 100 2 35
3,6 110100 > 130
3,6 100 30 < return loss < 32

C.14 Connector return loss measurement requirements

The fixed connector shall have its return loss verified with the return loss reference plug from
Clause C.13, in both directions.
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C.15 Test fixture for mounting and terminating a test plug

C.15.1 General

An example test fixture, as depicted in Figure C.3, for mounting and terminating a test plug
may be assembled from the parts listed in Table C.5.

Table C.5 — Coaxial termination reference head component list

Description Part number Quantity
Test head interface 3 kit THI3KIT 2
Calibratfon kit, open short load CALKITOSL 1
Calibratjon standard, back-back through CALTHRU N —~ 1
Commoi) mode termination, NEXT kit CMTNKIT N o\
Commof mode termination, FEXT kit CMTFKIT N\ N4
Differenfial mode termination, NEXT kit DMTNKIT \ P
Common mode termination, four pair CMT4PR < \ \\‘ \ 1
Instructipn booklet \ 1

NOTE [omponents indicated in Table C.5 may be obtained fr noa, NC

28778.3 (\
N

IEC 113/05

Figure C.3 — THI3KIT test head interface with baluns attached

Additional parts that may be used for mounting and terminating a test plug are listed in
Table C.6.

3 This information is given for the convenience of the users of this International Standard and does not constitute
an endorsement by the IEC. Alternative parts may be used as long as the resulting test set-up meets the
appropriate requirements.
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Table C.6 — Coaxial termination reference head, additional parts

3 N447046 Test head interface 3 kit THI3KIT Quantity
3.1 N447028 Pyramid assembly PYRASY 1
3.2 N447034 Long pin through adapter LPTHRU 1
3.3 N447031 Balun interface 3 PCB assembly THIFACE3 1
4 N447038 Calibration kit, open short load CALKITOSL
4.1 N447032 Short calibration reference SHORTCAL 1
4.2 N447033 Load calibration reference LOADCAL 1
4.3 N447027 Pyramid adapter PCB assembly PYRADAPT 1
5 N447042 Common mode termination, NEXT kit CMTNKIT
5.1 N447029 Common mode termination opposite pairs CM'I]ﬁRI\m 1
5.2 N447035 Common mode termination adjacent pairs MEWIB 1
6 N447044 Common mode termination FEXT kit NOMTFRIT AN
6.1 N447040 Common mode termination, FEXT C 'IngT 2
7 N447043 Differential mode termination, NEXT kit DOMERNKIR .
7.1 N447036 Differential mode termination opposite pairs N BNTI%RM@\/ 1
7.2 N447035 Common mode termination adjacent pairs \ bM{ER)(IZ?; 1
8 N447045 Differential mode termination, FEXT kit ) | DVTFKIT
8.1 N447067 Differential mode termination, FEXT ( (7 \WTFEXT 2
NOTE 1 terface block (which is part of the

73 mm or larger and the existing

replaceg 3).

NOTE 2 Modular Products, Inc., Swannanoa,
NC 2877

Alterna

%
N

IEC 114/05

Figure C.4 — Alternative to item 3.1 in Table C.6

4 This information is given for the convenience of the users of this International Standard and does not constitute
an endorsement by the IEC. Alternative parts may be used as long as the resulting test set-up meets the
appropriate requirements.
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Calibration procedure

THIFACE3

CALTHRU

In ordér to implement the
calibrate with the baluns i
pin through adapter (LPT ' balun mounting plate. A second Ig

adapter is attached to

The pu

differeptial mode res
replaced with a

examp

The bs
Figure
(THIFA

the segond pilate_for

polarit
shown

LPTHRU

rpose of 3 ér is to enable the insertion of common m

e through calibration as is shown in Figure C.3. To maintain
of(the secend balun, rotate the first balun 180° with respect to the first bg
inkFigure C.5.

ary to
a long
ng pin

ode or
HRU is

own in
j plate
brily to
correct
lun as

The open, short, and load calibrations are performed with baluns in their home locations using
the calibration standards (CALKITOSL), which are each attached to the long pin through an

adapte

r that is attached to the balun mounting plate.
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Annex D
(normative)

General requirements for the measurement set-up

D.1 Test instrumentation

These electrical test procedures require the use of a vector network analyser. The analyser

should| have the capability of full 2-port calibrations. The analyser shal
range of at least 1 MHz to 1 GHz.

At leapt two test baluns are required in order to perform me
symmeadtrical signals. The requirements for the baluns are given jr

ASUNSIN

Reference loads and cables are needed for the calibration 6f the\sek
refererjce loads and cables are given in D.5.1 and D.5.2 9

Termirjation loads are needed for termination of (pairs,) usedyand

juency

re not
te D.6.

An albsorbing clamp and ferrite absorb ded for the coupling attenuation

measufements. The requirements for these items™a

D.2 Coaxial cables 3
Coaxigl cable assemblis

possible. (It is re@
The baluns shall” b

ded to a common ground plane. For cr

measufements, used, in order to reduce residual crosstal
Annex|G).

Balanded ~es S 6ciated connecting hardware to connect between th
equip 9 or under test shall be taken from components that meet or

the requirement elevant category. Balanced test leads shall be limited to a m4

of 7 cm betwekn each balun and the reference plane of the connector under test. Paif
remain| twisted from_the baluns to where connections are made. The impedance of t
leads frofm ' the DUT to the baluns shall be managed, as far as possible, for both diffg

ort as

psstalk
K (see

e test
pxceed
Ximum
s shall
he test
rential

and common modes

D.3 Measurement precautions

To assure a high degree of reliability for transmission measurements, the following

precautions are required.

a) Consistent and stable balun and resistor loads shall be used for each pair throughout the

test sequence.

b) Cable and adapter discontinuities, as introduced by physical flexing, sharp bends and

restraints shall be avoided before, during and after the tests.
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c) Consistent test methodology and terminations (baluns or resistors) shall be used at all
stages of transmission performance qualifications.

d) The relative spacing of conductors in the pairs shall be preserved throughout the tests to
the greatest extent possible.

e) The balance of the cables is maintained to the greatest extent possible by consistent
conductor lengths and pair twisting to the point of load.

f) The sensitivity to set-up variations for these measurements at high frequencies demands
attention to details for both the measurement equipment and the procedures.

g) All common mode terminations and the housing of the baluns shall be terminated to one
common ground plane.

D.4 |Balun requirements

The bgluns may be balun transformers or 180° hybrids with attenu
needed (see Figure D.1).

ching if

(\180 W hzﬁ

Test port To network anplyzer

IEC |117/05

The specificati ~ ' e whole frequency range for which they ar¢ used.
Baluns

n performance characteristics

arameter—~ Requirement at test frequé¢ncies
/\ \K up to 100 MHz
Impedd nchm\ary Matched to applied network andlyser
Impedan &s&oﬁ({ar\y\ \ 100 Q
Insertign loss 10 dB maximum
Return|loss seconM ) 14 dB minimum
Return|log’s eemmon mode with common mode termination @) 10 dB minimum
Returnllogs common mode without common mode termination a) 1 dBR maximum
Longitudinal balance b) 50 dB
Common mode rejection®) 50 dB
Output signal balance®) 50 dB
Power rating 0,1W

3 Measured by connecting the balanced output terminals together and measuring the return loss. The nominal

primary impedance shall terminate the primary input terminal.

®) Applicable for baluns, which are used for balance measurements. Measured from the primary input terminal to

the common mode terminal when the secondary balanced terminal is terminated with 100 Q.

c)

Measured according to ITU-T Recommendations G.117 and O.9.
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D.5 Reference components for calibration

D.5.1 Reference loads for calibration

To perform a one or two-port calibration of the test equipment, a short circuit, an open circuit
and a reference load are required. These devices shall be used to obtain a calibration at the
reference plane.

The reference load shall be calibrated against a calibration reference, which shall be a 50 Q

load, traceable to an international reference standard. Two 100 Q reference loads in parallel
shall b i i i i i ion shall
ed in an N-type connector according to IEC 60169-16, meant for pgnel molnting,

side of the connector, distributed evenly around the centre condugfer. amalyser
shall be calibrated, 1-port full calibration, with the calibration refere \ e g return
loss off the reference loads for calibration shall be measured. T hall be
>46 dH at frequencies up to 100 MHz.

D.5.2 Refere

set-up

As a minimum, the 4
§ as the

shall s

catego gnce cable shall be a length of horizontal cable fof which
the she . the pairs of the reference cable is used for the calibrations.
The to g€ cable shall be according to the length of the measufement
cables WEN i & calibration procedures for the various tests. Both ends |of the

referer S S . 2|l prepared, so that the twisting is maintained up to the test ports.

D.6 |Ternmiinatioit loads for termination of conductor pairs

During measurement, the conductor pairs of the measurement cables for the connector under
test shall be terminated according to the specified test set-up with impedance matching loads.
For the pairs under test, this is provided by the test instrumentation at one or both ends. For
pairs not under test or not connected to test instrumentation, resistor loads or terminated
baluns shall be applied. For differential mode only terminations, only resistor loads are
allowed.5

5 Unpredictable stray capacitances in baluns cause resonances at high frequencies, if they are used as
terminations, when the common-mode terminal is open.
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The nominal differential mode impedance of the termination shall be 100 Q. The nominal
common mode impedance shall be 50 Q + 25 Q.

NOTE The exact value of the common-mode impedance is not critical for most measurements. Normally, a value
of 75 Q is used for unscreened connectors while a value of 25 Q is used for screened connectors.

Resistor loads shall use resistors specified for £1 % accuracy at d c. and have a return loss
greater than 40 — 10 log(f) where fis the frequency in megahertz For pairs connected to a
balun, common-mode load is implemented by applying a load at the common-mode terminal
(centre tap) of the balun. The impedance of the load is equal to the common-mode
|mpedance For a balun without a common-mode terminal (centre tap |s not acceSS|bIe) the
1lanced
shown
by the

Ryis | is the differentia
Reom |is the co@n

shall b

hented
ors Ry

The co \odedtermination points for all pairs shall be connected to the ground plane.

D.7

For scieened connectors, screened measurement cables shall be used. Individually screened
twisted pairs (STP) are recommended.

The screen of the connector shall be terminated to the screens of the measurement cables.
The screen or screens of these cables shall be fixed to the ground plane as close as possible
to the measurement baluns.

If a pyramid test setup is used, the screen of each pair shall be contacted to the grooves of
the pyramid (Figure D.4) and guided as close as possible to the baluns on the mounting plate.

6 Return loss of terminations are measured with a network analyser connected to one balun, which is calibrated
(full 1-port calibration) using the reference loads (see D.5.1)
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IEC 245/07

Care 1
twisted

D.8

Figure D.4 — Screened pyramid

hall be taken to maintain a tight fit of the individual pair foi
pairs.

Test specimen and reference planes

The tept specimen is a mated pair of relevant connecdtors. 2le sal reference plane for
the tegt specimen is the point at which the cable sh€ath/e ter S ector (the back|end of
the cdnnector) or the point at which the in 1l g ryNof the cable is no [longer
maintajned, whichever is farther from co : D>5). This definition applies
to botH ends of the test specimen.

Socket side

IEC 120/05

Figure D.5 — Definition of reference planes
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Annex E
(normative)

Insertion loss?

60603-7-3 © IEC:2008

The object of this test is to measure the insertion loss, which is defined as the additional

attenuation that is provided by a pair of mated connectors inserted in a cop

E.2 Test method

Insertipn loss (IL) is evaluated by measuring the scatteri

condugtor pairs.

E.3 |[Test set-up

The te$t set-up consists of a network ana

It is not necessary to terminate the unuse

E.4 Procedure

E.4.1 Calibration

A full [2-port calj
applying a maxi
carrying out the fra

refererjce cables afe
length | of these
transmlission -
performed by\applyi

NA

Transmission calibrations

sication gable.

all the

ined in Annex D.

ed by

d for
ns are

Balun Pococcooaa

o

Balun

NA

Port 1

NA
Port 1

7 Often referred to as attenuation.

£, I
nererence-cante

Reflection calibrations

Port 2

Balun Procoocoaad

Balun

—
NA

Open, short and load
terminations

Figure E.1 — Calibration

Port 2

IEC 121/05
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E.4.2 Measurement

The test specimen shall be terminated with measurement cables at both ends. The length of
measurement cables shall be equal to the length of the reference cables used for reflection
calibrations. The measurement cables shall be the cable types for which the connector is
intended. An S,, measurement shall be performed.

CuT
50 Q 50 Q

rz— _E_’l
P2 { E?rt 2

NA
Port 1

ooago T ————" <

=4
/ —>
Measurgément cables %
Screegn (if any)
N N
Q w Ground plane —— J’
S Socket side

Figure E.2 — Measuring set-up

D)

)]
)
Q
7

IEC 1p2/05

E.5 |Testrep

The measured results shall be repaorted in graphical or table format with the specification
limits shown on the graphs or in the table at the same frequencies as specified in the relevant
detail specification. Results for all pairs shall be reported. It shall be explicitly noted if the
measured results exceed the test limits.

E.6 Accuracy

The accuracy shall be within £0,05 dB.
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Annex F
(normative)

Return loss (RL)

F.1 Object

The object of this test is to measure the return loss of a mated connector pair at the two

reference planes.

F.2 Test method

Return| loss (RL) is measured by measuring the scattering parg
condugtor pairs.

NOTE [As a connector is a low-loss device, the return loss of the t¥
F.3 Test set-up
The test set-up is as described in Anne

A resigtor network as per D.6. may be § hfo balun at the far end.

F.4 Procedure

F.4.1 Calibratiz;>
Calibrgtion shall be pet

all the

F.4.2
The te ; ngth of
measu bles Shall bevequal to the length of the reference cables used for reflection

F.5 Testreport

ctor is

The measured results shall be reported in graphical or table format with the specification
limits shown on the graphs or in the table at the same frequencies as specified in the relevant
detail specification. Results for all pairs shall be reported. It shall be explicitly noted if the

measured results exceed the test limits.

F.6 Accuracy

The return loss of the load for calibration is verified to be greater than 46 dB up to 100 MHz.
The uncertainty of the connection between the connector under test and the baluns is
expected to deteriorate the return loss of the set-up (effectively the directional bridge
implemented by the test set-up) by 6 dB. The accuracy of the return loss measurements is
then equivalent to measurements performed by a directional bridge with a directivity of 40 dB

and 34 dB. The accuracy (uncertainty band) is given in Tables F.1 and F.2.


https://iecnorm.com/api/?name=a89d1b26364bc4ff0eea069339b0c4f8

60603-7-3 © IEC:2008 - 67 -

Table F.1 — Uncertainty band of return loss measurement at frequencies below 100 MHz

Measured RL 10 12 15 18 20 22 25 28 30
Lower uncertainty limit -0,3 -0,3 -0,5 -0,7 -0,8 -1,0 -1,4 -1,9 -2,4
Higher uncertainty limit +0,3 +0,4 +0,5 +0,7 +0,9 +1,2 +1,7 +2,5 +3,3

Table F.2 — Uncertainty band of return loss measurement at frequencies above 100 MHz

Measured RL 10 12 15 18 20 22 25 28 30
Lower uncertainty limit -0,5 -0,7 -0,9 -1,3 -1,6 -1,9 -2,6 -3,5 —4,2
Higher yncertainty limit +0,6 +0,7 +1,0 +1,3 +1,9 +2,5 73’8\ +6,0 +8,7

EXAMPLE Let the measured RL be 20 dB. The true RL then lies in the b 9 dB at

frequengies above 100 MHz.

3



https://iecnorm.com/api/?name=a89d1b26364bc4ff0eea069339b0c4f8

- 68— 60603-7-3 © IEC:2008

Annex G
(normative)

Near-end crosstalk (NEXT)

G.1 Object

The object of this test procedure is to measure the magnitude of the electric and magnetic

coupling between driven (disturbing) and quiet (disturbed) pairs of a mated Bir.
G.2 |Test method
Near-end crosstalk is evaluated by measuring the scattering p& AL Dssible
condugtor pair combinations at one end of the mated connecto > of the
pairs dre terminated.
G.3 |Test set-up
The telst set-up consists of two bal D. An
illustration of the set-up, which also sh G.1.
NA
Port 1
NA
Port 2 X
PSS 500
Screen (if any) / Measurement cables
Ground plane _— J’
Plug side Socket side IEC 123/05

NOTE Passive terminations may be either balun or resistor terminations.

Figure G.1 — NEXT measurement for differential and common mode terminations
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G.4 Procedure
G.4.1 Calibration

A through calibration shall be applied as a minimum. A full 2-port calibration is recommended

in order to enhance the measurement accuracy.

G.4.2 Establishment of noise floor

The noise floor of the set-up shall be measured. The level of the noise floor is determined by
white n0|se which may be reduced by mcreasmg the test power and by reducing the

the me

NOTE

G.4.3

Connef
disturb|
mode
one er
Differe

The m
conneq

It is re
Test al

G.5

The re

nd the
mmon
3t least

mmon-

| As a

jacket.

ification

limits g he table at the same frequencies as specified in the r¢levant
detail spge of all pairs shall be reported. It shall be explicitly noteqd if the
measu ye test limits.

G.6 |Accuracy

The accuracy shall be befter than 1 dB al measuremenis up 1o 60 dB and *Z dB at

measurements up to 85 dB.

8 There are 6 different combinations of near-end crosstalk in a 4-pair connector from each side, which gives a
total of 12 measurements for each kind of termination method. Because of reciprocity, only 6 unique non-

reciprocal combinations from each side need to be tested.
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Annex H
(normative)

Far-end crosstalk (FEXT)

H.1  Object

60603-7-3 © IEC:2008

The object of this test procedure is to measure the magnitude of the electric and magnetic
coupling between driven (disturbing) and quiet (disturbed) pairs of a mated connector pair.

H.2 |Test method
Far-end crosstalk is evaluated by measuring the scattering par ppssible
condugtor pair combinations at one end of the mated connector
H.3 |Test set-up
The tept set-up consists of two baluns and a network( analyse ined in Annex|D. An
illustration of the set-up, which also shows the tgrminatioy p@cip 8s, is shown in Figure H.1
U
50 Q
I 50 Q
NA 25Q
Port 1 C::_:’} 50 Q
50 Q 50 Q
[ — J
7 5 q Q;S B NA
>°o°o<:\ji ————— [pgri2
50 X —T \ {
50 Q
’ 50 \\ —H 250
50 ONCD —
50 Q
<] I
T \
/ N 4 Ll
Screen (lf any) WICAoSUTCITICTIU ULAVIT O
Ground plane — )
Plug side Socket side IEC 124/05

NOTE Passive terminations may be either balun or resistor terminations.

Figure H.1 — FEXT measurement for differential and common mode terminations
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H.4 Procedure

H.4.1 Calibration

Calibration is performed as shown in G.4.1.

H.4.2 Establishment of noise floor

The noise floor of the set up is established as shown in G.4.2.

H.4.3

Conneft the disturbing pair of the CUT to the signal source and the~disturbed-pair|to the
receivgr port. The CUT shall be tested with differential and comnpton miode (terminjations.

shall
provided at both ends of all pairs, as shown in Figure H.1.

It is rdcommended that the socket be terminated wi 2 jacket.
Test all possible pair combinations9 and record the ré

H.5 |[Test report

The mieasured results shall be reported i aph or table format with the specification
limits ghown on the graphs or in the table ame blevant
detail gpecification. Resulie i 2poOvY if the

measured results exceed

H.6 |Accurac

The agcuracy shal
measurements u

dB at measurements up to 60dB and +x2dB at

9 There are 12 different combinations for far-end crosstalk in a 4-pair connector, which gives a total of 12
measurements for each termination method.
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Annex |
(normative)

Transfer impedance

1.1 Object

The object of this test is to measure the transfer impedance of the test specimen. The transfer
impedance, ZT [Q] of an electrically short uniform connector is defined as the quotient of the
longitudinal voltage in the outer system to the current in the inner system.

1.2 Test method

The tgdst determines the transfer impedance of the shielded ing the

connegtor in a triaxial test set-up. This set-up is also used ransfer
impedance for cables (IEC 61196 series).

.3 Definitions

1.3.1 Inner and outer circuit

The inner circuit consists of the scree fs of the test specimep. The
voltaggs and currents of the inner cifcuit are 1 by a subscript 1. The outer|circuit
consists of the outer screen surface 8 (i face of the test (triaxial) tubp. The

1.3.2 Coupling length

Two cables in t 3 e connector under test. The combined length of
connegtor and cable ich i\ ge triaxial tube is called the coupling length. The

maximpm allowed g nothhdepends on the highest frequency to be measured:

g 50x10°
cmax = — .
VEA X fmax

where

L max | is the mia y coupling length;

Jmax |isAhe highestfrequency;

£ isrthe resulting relative nermittivvitv of the dielectric of the connectina cable
r1 ) g Y S

The condition means that the phase constant of the cable multiplied by the length is less
than 1.
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1.4 Test set-up

1.4.1 Preparation of test specimen

The principle for preparation of the test specimen is shown in Figure I.1.

Measurement cable Measurement cable

Connector
under test

E5C 258/07

Measu

The le es the
length cables
shall b neasurement cable shall be ternpinated
by Ry, cable
screen of the
measufement cable.

1.4.2 Triaxia@

The te ransfer
imped rs and
impedance

The met e feed
through. he test
specin h. The
directipns ,given i _Jl4.3 shall be used to determine the maximum frequency for valid
measul'ements.

The resistors are terminating resistors. R, terminates the inner circuit. This resistor shall have
a value close to the impedance of the inner circuit (see 1.4.3). The other, R,, terminates the

outer circuit. This resistor shall have a value close to

d
Rp =14x60xlog; — - - 50

C

where
d,  inner diameter of tube.
d.  outer diameter of the measurement cable screen.
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The test specimen shall be mounted in the centre of the tube. (It may be supported by plastic
foam).

The test set-up shall be connected to the network analyser through the impedance matching
network. The impedance matching network is a minimum loss 2 resistor network, which
matches the inner circuit to the impedance of the network analyser port (see 1.4.4).

In Figure 1.2, the complete triaxial set-up is shown.

Screens short-circuited
10 end-plece of tube

Matching circuit

Ur

UG U1

To NA port 2

From NA port 1

IEC 2363/

1.4.3 Impeda@o
If the jmpedance i

is not known, it may be determined by using this

method:
One end of eRare is connected to a network analyser, which is calibrated for
impeddnce e sample reference plane. The test frequency shall |pbe the

approximate SN y for\which the length of the sample is 1/8 4, where 1 is the wavelgngth.

Cc

Stest =

15X 8Lsample
where
Jtest test frequency,
c speed of light,
Lsample  length of sample.

The sample is short-circuited at the far end. The impedance Z,,,,; is measured.

The sample is left open at the same point where it was shorted. The impedance Zopen is
measured.

Z4 is calculated as:

Zy = \[Zshort ><Zopen

R4 is chosen as a standard value resistor, whose resistance is close (< 20%) to Z;.
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1.4.4 Impedance matching networks

1.4.4.1 Configuration

If Ry is not 50 Q10 then an impedance matching circuit is needed. It shall be implemented as a
two resistor circuit with one series resistor, R and one parallel resistor R,. The value of the
resistors and the configurations are shown in 1.4.4.2 and 1.4.4.3. The voltage gain, &, is also

shown for each configuration.

1.4.4.2 R <50Q

If the impedance of the inner system, and subsequently R, is less than 50 Q the formulas

below pre used.

The configuration is depicted in Figure

The vo

RiR,
" RyRp + RyRs + RyRs

1.4.4.3| ,R.> 50 Q

If the impedance of the Mner system, and subsequently ®; 15 greater tham 50 2, the formulas

below are used.

ko= 12
Ry

Rp= 50
|50

Ry

10 For 40 < 7, < 60, no impedance matching circuit is needed. In that case R, is set to 50 Q.
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The configuration is depicted in Figure 1.4:

Rs

50 Q side Rq side

IEC 260/07

Figure I.4 — Impedance matching for R, >50 Q

60603-7-3 © IEC:2008

The vdltage gain, &, of the circuit is:

1.5 Procedure

1.5.1 Calibration

The two coaxial measurement cables i ' est set-up with the network

analys

1.5.2 Measurement
The ingertion loss of the

the nefwork analyser ope
specification.

1.5.3 Evalua

1.5.3.1 General

The te
the ter
the termi

1.5.3.2 ati of transfer impedance

According’to the definition:

which
detail

gdance of the complete test sample including the parts of
which are exposed in the tube. If the transfer impedances of
are not negligible, these impedances shall be subtractgdd from

7. =Yz
I
where
U, voltage in the outer system;
14 current in the inner system.
With reference to Figure 1.2:
50 +R2

or
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50+R2
U x U
2 50 R
I, = U1 km XUG
1=
Ry Ry

for ZT << R1

Uy R1X(50+R2) Ur

ZT =—= X
1 50k Ug
a, —a,
roxlsona) )
T B0k,

where
Zt transfer impedance;
ameas |attenuation measured at measuring procedure;
R4 terminating resistor in inner system;
R, terminating resistor in outer system;
ke voltage gain of the matching cjrcui
1.5.3.3 Correction for transfer impedanc cables
If the tfansfer impedance of the measuremgnt.ca pt negligible, the transfer impg¢dance
of the ¢xposed length of the y sha b€ subtracted from the result.
The transfer impedance of ¢ neasured in the same set-up as uged for
measufing the test smp g. lctlated\ transfer impedance shall be corrected for the
coupling length @2 : ¢ dividing the result by the coupling length, L..
The cqlculated t pedance~of the cable has the dimension of Q/m. The cornection,
which p agured Z7 is then the transfer impedance of the|length

of termi

where

ZT_con
Z7
ZT cabl
Ly

ZT cabl
Ly

i8 exposed in the test sample. That is:

—ZT cable1 X L1—ZT cable2 X L2

L4 {transfer impedance of measurement cable 1;

length of measurement cable 1;
o2 transfer impedance of measurement cable 2 if applicable;
length of measurement cable 2.

1.6 Test report

The test report shall record the test results in a table or as a graph, according to the relevant
detail specification, showing Z; as a function of frequency. The report shall conclude if
requirements of the relevant connector specification are met.

1.7 Accuracy

The accuracy shall be shown to be better than £10 mQ.
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Annex J
(normative)

Transverse Conversion Loss (TCL) and

Transverse Conversion Transfer Loss (TCTL)

J.1 Object

The obhject of this test is to measure the mode conversion (differential to RON MOd
signal [in the conductor pairs of the CUT. This is also called unba

Transverse Conversion Loss, TCL.

J.2 1

The b3
which

J.3 1

The te
mode
shown

NA
Port 2

NA
Port 1

e) of a
ion or

[est method

lance is evaluated by measuring the common-mo signal,
s launched in one of the conductor pairs of the £

[est set-up

5t set-up consists of a network a differential- and common-
est port. An illustration of the i so shows the termination principles, is

in Figure J.1.

50 Q

50 Q

25Q

I
J

25Q

o
S
e}

25Q

A

50 Q

e 250

Screen (if any) /

\

50 Q

Measurement cables

Ground plane —

Plug side Socket side

Figure J.1a) - TCL measurement

)2

IEC 125/05
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cuT
NA
F‘ Port 2
NA 50 Q
Port 1 Do T—
4
50 Q
25Q
50 Q -|:l]
L—
50 Q
[T hH 250
50
0Q
250
50,Q
/\ easurementicables
Socket side IEQ 126/05
rement
NOTE
and TCTL measurements

¢ coaxial test leads to the network analyser is calibrated [out by

b) Th¢ attenuation of\differential signals of the test balun, ay, py is measured by conpecting
twd identical baturs back to back. The insertion loss of these baluns is measured, apd half
of thisA0Ss is the insertion loss of the balun for a differential signal.

c) The attenuafion of common-mode signals of the test balun, a, cy IS measured by
measuring the insertion loss from the common-mode test port of the balun to the
differential output terminals. The two differential output terminals shall be short-circuited
and connected to the inner conductor of the coaxial test lead to the network analyser.

J.4.2 Noise floor

The noise floor of the set-up shall be measured. The level of the noise floor is determined by
white noise, which may be reduced by increasing the test power and by reducing the
bandwidth of the network analyser, and by the longitudinal balance (see Table D.1) of the test
balun.
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The noise floor, ayise m shall be measured by terminating the differential output of the balun
with a 100 Q resistor and perform a S,; measurement between the differential-mode and the

common-mode test port of the balun. a4 is calculated as
anoise;m = —20 |09|S21|

Anoise = %noise,m ~ @bal DM ~ %bal,CM

The noise floor shall be 20 dB lower than any specified limit for balance. If the measured

value is closer to the noise floor than 10 dB, this shall be reported.

J.4.3 |Measurement

Conneft the measured pair of the CUT to the differential output of

the CUT according to Clause J.3. Perform a S, measurement bet

and thé common-mode test port of the balun. The balance, TC

J.5 Test report

The mieasured results shall be reporied
limits ghown on the graphg/ot in thetable a
detail

measu

The ag at the specification limit.

egminate

]-mode

ication
levant
if the
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Annex K
(normative)

Termination of balun

K.1 Termination of balun with low return loss for common mode

If the @valtabte balu either
connegted to ground or open), a balanced resistor attenuator shall be appl| |n ofder to
provide¢ the required return loss. The attenuator shall be implemented ¢ J circuit
board mounted with SMD resistors. There are two cases: one for the cted to
ground and one for the centre tap open.
K.1.2 | Centre tap connected to ground
A diagfam of the attenuator is shown in Figure K.1. Th is 10 dB gnd the
calculgted common-mode impedance is 26 Q.
B
—1C
) +—
\/ IEC 127/05
where:
R1 =26
R2 =70
ttenuator for balun centre tap grounded
K.1.3
A diagfan g-at is shown in Figure K.2. The nominal attenuation is 5 dB gnd the

calculg e’impedance is 48 Q.
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R3 R3

Ra

Rq

where:

R3= 14
R4=82

NOTE

9,

3
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Annex L
(normative)

Gauge requirements

L.1 Fixed connectors

The “Go” gauge specified in 5.1 shall be capable of being inserted and removed with a force

of 8,9 N maximum.

The “Nlo-go” gauges specified in 5.1 shall not be capable of entering th
than 1]78 mm with an 8,9 N insertion force.

L.2 Free connectors

The cdnnector shall be capable of insertion and latching
with a PO N or less insertion force with the latch bar d

After insertion and latching, the connector shs
depregsed, with a removal force of 20 M\qr les

The frge connectors shall not be capable\of e
than 1)78 mm with an 8,9 N insertion fg

rmore

in 5.2

D more
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7-3: Spécification particuliére pour les fiches
et les embases blindées a 8 voies pour la transmission
de données a des fréquences jusqu'a 100 MHz

AVANT-FROFOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation plisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natj A CEl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les quest{ons\ de nor all ation\dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre a tre act Y Normes
interhationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique e cificat] a jbles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de la CE X | i¢e a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intére iper. Les
orgahisations internationales, gouvernementales et non gouvernel rticipent
égalément aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Orga n (ISO),
selof des conditions fixées par accord entre les deux organis,

2) Les flécisions ou accords officiels de la CEl concernant les mesure
du ppssible, un accord international sur les sulets etu e la CEI
intérpssés sont représentés dans chaque cg

3) Les Publications de la CEIl se présentent 5Qus la agréées
comine telles par les Comités nationaux de |3 . isophables sont entrepris afin que la CEI
s'asgure de I'exactitude du contenu technique |cat| s; la CEIl ne peut pas étre tenue resgonsable
de I'¢ventuelle mauvaise utilisation ou interprétatio par un quelconque utilisateur final.

4) Dang le but d'encourager I'u i ationaux de la CEl s'engagent, dans|toute la
meslyire possible, a applig@er de Sublications de la CEl dans leurs pubjications
natignales et reglonales ) i c e$ Publications de la CEIl et toutes pubjications
natid e & jquées en termes clairs dans ces derniéres

5) La CEI n’a prév ge valant indication d’approbation et n'engage|pas sa
resppnsabilité p es a une de ses Publications

6) Toud les utilisateu t en possession de la derniére édition de cette publicatipn.

7) Aucl ¢e a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
man jculiers et les membres de ses comités d'études et des |[Comités
natid e“’causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dom € e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris [les frais
de ju \ RE < ant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toutq e icafi CEI,*0u au crédit qui lui est accordé.

8) L'atte r les)références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pubjications
réfénencées oireNpour une application correcte de la présente publication.

9) L’att dr le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuvgnt faire
I'objét de_droits de™propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenpe pour
resppnsdble de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existencg.

La Norme internationale CEI 60603-7-3 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du
comité d'études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour

équipe

ments électroniques.

La présente norme annule et remplace la CEI/PAS 60603-7-3 parue en 2004. Cette premiére

édition

constitue une révision technique.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/1816/FDIS 48B/1835/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 60603-7, présentées
Connegteurs pour équipements électroniques, peut étre consultée sur

mainte

Le corFté a décidé que le contenu de cette publication ne serag
donné

* recpnduite,
* sugprimée,
* renpplacée par une édition révisée, ou

@@

énéral

ous le\titre-g
i CEI.

ate de
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INTRODUCTION

De nouvelles applications sont apparues, qui requiérent l'utilisation de l'interface décrite dans
la CEI 60603-7:1996, avec certaines spécifications de performance a des fréquences plus
élevées. Les paramétres relatifs a ces spécifications de performance concernent la perte
d'insertion, la paradiaphonie (NEXT), la télédiaphonie (FEXT) et I'affaiblissement de réflexion.
Ces paramétres sont fondés sur les exigences d'application et s'appliquent toujours a une
connexion accouplée d'une fiche et d'une embase. Les détails des essais des connecteurs et
des fiches d'essai sont donnés a I'Annexe C.

@%
S
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
Partie 7-3: Spécification particuliére pour les fiches

et les embases blindées a 8 voies pour la transmission
de données a des fréquences jusqu'a 100 MHz

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

les ex{gences mécaniques et environnementales ainsi que les € |g
électrique pour des fréquences jusqu’a 100 MHz. Ces connecteqt
comme connecteurs de catégorie 5 dans les systémes de cabla
I'ISO/QEI 11801:2002.

hission
Litilisés

iéls dans

Ces connecteurs sont accouplables, t avec
les aufres connecteurs de la série CEI 60603-7.(La/dgfini Kinteropérable” éthnt en
discussion a la CEl, dans cette norme, ce terme ification suivante: 'embasp et la
fiche peuvent s’interconnecter avec tg ' sern 1 60603-7 et lorsquje c’est
le cas,|elles satisfont a toutes les exige S 5 CEI 60603-7 pour lg4 basse
fréquepce.

NOTE (atégories de performance de transm|s 2S¢ orme CEl, lorsque le terme "catég
utilisé |en référence aux renvoie aux catégories défin
I''SO/CHI 11801:2002.

1.2 Références no

brie" est
es par

Les d¢cuments >f@ ¢ indispensables pour [l'application du présent
document. 83 S seule I'édition citée s'applique. Pour les références

CEI 6 050 5 = ] trotechnique International (VEI) — Chapitre 581: Composants

CEI 60068-1, g'environnement — Partie 1: Généralités et guide

CEIl 60068-2-38, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Z/AD: Essai ¢
compo ite de fnm’nérnhlrn et d’humidité

yclique

CEI 60169-16, Connecteurs pour fréquences radioélectriques — Partie 16: Connecteurs
coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diametre intérieur du conducteur extérieur

de 7 mm (0,276 in) & verrouillage & vis — Impédance caractéristique de 50 ohms (75
(Type N)

CEIl 60352 (toutes les parties), Connexions sans soudure

ohms)

CEIl 60352-2, Connexions sans soudure — Partie 2: Connexions serties sans soudure —

Reéegles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEIl 60352-3, Connexions sans soudure — Partie 3: Connexions autodénudantes acce
sans soudure — Regles générales, méthodes d'essai et guide pratique

ssibles
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CEI 60352-4, Connexions sans soudure — Partie 4: Connexions autodénudantes, non
accessibles sans soudure — Regles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60352-5, Connexions sans soudure — Partie 5: Connexions insérées a force — Regles
générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60352-6, Connexions sans soudure — Partie 6: Connexions a percement d’isolant —
Regles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60352-7, Connexions sans soudure — Partie 7. Connexions a ressort — Regles générales,
méthodes d'essai et guide pratique

CEl 6{512 (toutes les parties), Connecteurs pour équipements électra bais et
mesures

CEI 60512-1-100, Partie
1-100:

CEIl 60

CEIl 60 3| basse
tensiof

CEIl 61 : cadre
d’applications analogiques en courant ] S cadre
d’applications numériques utilisant deg débits é ¢ hrtie 1:
Spécification générique

CEIl 61156 (toutes les parties), 1 3 pai Btri S pour
transmissions numeériques

CEI 611156-1, Cayg ssions
numériques — Partie

CEIl 61 ssions
numeér

CEIl 61 ssions
numér

CEIl 61156-4) Cables multiconducteurs a paires symétriques et quartes pour transmifssions
numérlques — Partie 4: Cablage vertical — Spécification intermédiaire

CEIl 61156-5, Cables multiconducteurs a paires symétriques et quartes pour transmissions
numériques — Partie 5: Cables a paires symétriques et quartes avec caractéristiques de
transmission allant jusqu'a 600 MHz — Céble capillaire — Spécification intermédiaire

ISO/IEC 11801:2002, Information technology — Generic cabling for customer premises
(disponible en anglais seulement)

ISO 1302, Spécification géométrique des produits (GPS) — Indication des états de surface
dans la documentation technique de produits

UIT-T Recommandation G.117, Dissymétrie par rapport a la terre du point de vue de la
transmission
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UIT-T Recommandation K.20:20001, Immunité des équipements de télécommunication des
centres de télécommunication aux surtensions et aux surintensités

UIT-T Recommandation K.44:20002, Tests d'immunité des  équipements de
télécommunication exposés aux surtensions et aux surintensités — Recommandation
fondamentale

UIT-T Recommandation O.9, Montages pour la mesure du degré de dissymétrie par rapport a
la terre

EN 50289-1-14, Cab/es de commun/cat/on - SpeCIf/cat/ons des methodes dessa/ Partie 1-14:
Méthoge jndage
du maftériel de connexion

2 Désignation de type CEI

Les cohnecteurs, les corps de connecteurs et les connecteurs 8 formes
a la présente norme doivent étre désignés selon le systée i

@

1 Ce document a été remplacé par une nouvelle édition (2003), mais pour les besoins de la présente partie de la
CEI 60603-7, I'édition de 2000 est citée.

2 Ce document a été remplacé par une nouvelle édition (2003), mais pour les besoins de la présente partie de la
CEI 60603-7, I'édition de 2000 est citée.
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Male /\ PaN

—

A O
bttres indine pe de>}>§ie

Lettres indiquant le type de
d'emplacement ou de

IEC 60603-7-3 L{N|L]|L L{N|[N N
Référence a Nombre indiquant
cette norme le niveau de
performance (PL)
Lettrie indiquant le type de 1N/ 50 manpeuvres
connecteur 25\00\ma hoeuvres
Emhase A <\ QC
Fiche
C W%\lrﬁ\ua t la fipition du contact
I\ ReOR Aﬁ@ge or
Nombre de contacts s\ S\ P\a\rad/ﬁm / nicke
8 )3
No\mt}éindiquant la vafiante
(j»] L Variante 1
Lettres indiquant le type de contact
Femelle F

conducteur,
cable

Cable rose

[te

Cable multibrin

“L” signifie lettre

“N” signifie nombre

Exemple:

A
BOI’M/ViS\ NA B _ :
A rgé\?w\ C Céable monoprin
s rt| c D Céable rosette ou multibrin
E Cable multibrin oufmonobrin
A &an&céis\b\,e/ M F | Cable rosette, monobrin|ou multibrin
Auhodeﬁud\ﬁc\ n-acfessible | N G Monté sur carte
AD) X Exigences particuliéres|client pour les
A percemeﬁ‘/d'isolant P cables
A-souder 5
A insertion a force T

IEC 60603-7-3 A8FM-E11-1: Embase équipée de 8 contacts femelles a sorties CAD pour
cable monobrin et multibrin, plaqués or, conforme au niveau de performance 1.
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2.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de la CEl 60050(581), de la
CEI 61076-1 et de la CEIl 60512-1 s’appliquent, ainsi que les définitions suivantes.

211

niveau d’interchangeabilité

niveau auquel ces connecteurs sont accouplables, interopérables et offrent une compatibilité
amont avec les connecteurs de la série CEI 60603-7

ccouptement

alibres
3

a une

Ce

formité
série
“d'essai”
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3 Caractéristiques communes et vue isométrique

3.1 Vue isométrique

IEC 086/05

Figure 1 — Vue isométrique

3.2 es a ’accouplement

3.21

Les dimensions sont données en millimétres. Les dessins sont représentés en utilisant la
projection de troisieme diédre. La forme des connecteurs peut varier par rapport a celles
données aux Figures 1 a 4, a condition que les dimensions spécifiées ne soient pas
affectées.
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3.2.2 Contacts — conditions d’accouplement

P1

-
O
[
M2
1

= = Jossm o)
Section C-C @

J2

Vue Y

K2

/]

§4 A2 N
D2

E]__< fl - E2 -

Cc2

=

N
Séction C-C @
IEC 2517

Légende

1

(o206 I~ @V ]

Contact femelle de I’'embase. Les informations relatives a 'accouplement indiquées ne peuvent étre respectées
gu’avec une fiche équipée d’un cable.

Aucune bavure ne doit dépasser du sommet du contact male dans cette zone dans la mesure ou il peut s'agir
d'une zone de contact.

Angle facultatif.

Configuration de contact minimal préférentielle.
Configuration de contact préférentielle.
Configuration de contact optionnelle.

Figure 2 — Dimensions d'interface de contact avec fiche raccordée
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Tableau 1 — Dimensions de la Figure 2

Maximum Minimum

Lettre
mm mm

A2 1,45 0,89
B2 0,61 0,51
c2 0,46 0,03
D2 2,79
E2 4,11
“ e
J2 0,64 Nss
K2 6,15 O\ N\ 288
M2 0.3q,
N2 AN 08
P1 0,50 NS
P3 0,50 N N 0,36
R2 s\ /) A

AN\ Yy K (O) . 2
Lettre Maximum
G2 L OGN\ 10°

On doi

veiller a ce que les co{\deﬂ@ﬁb{\s\ewt bt ute | rference avec le plastique de la fiche.

®
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3.2.3 Embase

| = [o05mm|c A
| = [0.05mm|x 3
AH1
A 1
® | .
.
| ~
|
II|||
[ ; =%
|
2 | | 8]
P P

AM1

s

AB1 g
N

S

IEC 2360/07

Légendg

1 Zone de contact: les contacts doivent étre complétement a I'intérieur de leur zone de contact individuel dans la
zone indiquée.

0,15 mm de dépouille maximale des deux cotés.

Le dégagement a I'extérieur de la zone définie par la dimension AM1 aux quatre coins de I’embase est permis
Section A-A: voir Figure 3b)

Figure 3a) — Vue de la zone de contact
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AN1

AT1

@ AT1

Légendg

L B T

L i \K 1

21 |t o S8t I‘-fr\ VL
} [ AN N\

A1

AR
ol &
D

IEC 2341/07

Rep
Butée préférentielle de la fiche.

ofs/feprésentés au repos. Les contacts doivent toujours étre maintenus a I'intérieur des fentes de
B v T () i

Il n’est pas nécessaire que cette surface soit coplanaire ou coincide avec la surface sous le dispositif de
verrouillage tant que l'insertion, le verrouillage et le déverrouillage des fiches ne sont pas entravés.

Dimension au point de contact d'accouplement de blindage.

Extension maximale vers I’'avant des contacts sous la surface AC1 pour éviter tout contact avec les blindages
des fiches. S’applique a I'état accouplé.

Surface plate.

Les projections au-dela des dimensions AL1 ne doivent pas empécher 'accés du doigt au dispositif de
verrouillage de la fiche.

Tous les coins internes dans la cavité du connecteur doivent avoir un rayon maximal de 0,38 mm sauf
spécification contraire.

Figure 3b) — Section A-A

Figure 3 — Détails de ’embase
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Tableau 2 — Dimensions pour la Figure 3

- 103 -

Lettre Maximum Minimum Nominal (réf)
mm mm mm
A1 1,47
B1 0,71
K1 5,84
S1 12,04 11,84 11,94
T 4,19 3,94
W1 6,38 6,22
X1 6,86 6,68 \| o
Y1 2,40 N
z1 2,08 %
AA1 1,24 < N >
AB1 0,38 NN
AC1 6,96 P SN XD
AD1 0.13 (N
AH1 U 1,02
Adr&d > | 2
AKA 866 "\ 8,38
AL1 (N O\ 140
AM1 NN 1,52
APA 1NN YRE
AS1 / 003\ /
ATT N SN\ D 0,76
SA N 5,31
SB1 AN TN 2,16
sD1 N 4,96
sex N\ > 5,80
AN AN b
@ TP ind|que Ia>posit N
b On doit veillekarce us les contacts de blindage de I'embase restent toujours en contact avec les [contacts
de blindgqge,de |a fiche dans la condition du cas le plus défavorable pour assurer des performances fiables.

Lettre Maximum Minimum suggéré
AJ1 15°
AN1 3°30°
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3.2.4 Fiche
BA2 s
SA2 .
AD2 B2 BJ2
% BC2 AW2
1_£
S, ! UL o
af y |2 s G;) g lru 1| @
o~ : I l/__
|:3 N % % 9 AB2 < _6\ B]
BB2 < N
B2\ L1 BD2
A2 &N
x ESSTmCIL
/
o2 | (ST o34
Y2
BM2 <
I3 —a]
E (&
S
1O
B
| e
_r BE \/\ \/\
l AN
: ii: \B\&
X
) @ i IEC 2362/07
Légende

AW N -

Rayon complet admis sur toutes les fentes.
Ces dimensions s'appliquent aux emplacements des fentes de contact.
S’applique lorsque le dispositif de verrouillage est enfoncé.

Figure 4 — Dessin de la fiche

SG2 fait référence a I'extension vers I'avant maximale du blindage en bas de la fiche.
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Tableau 3 — Dimensions pour la Figure 4

Maximum Minimum Nominal (réf)
Lettre
mm mm mm

A2 2) a) a) 1,17
B2 a) a) a) 0,56

s2 11,79 11,58 11,68

T2 3,38 3,12

w2 6,17 6,02

X2 6.02 5.77 N

v2 2,34 N o

22 2,06 N\ \\

AA2 1,24 D%
AB2 0,64 0,38 Q \ >

AC2 6,71 éso \ 6,60
AD2 0,64 /‘\e\l\s\\

AH2 ( N 1,02
AW2 0,51 N\\"/

AX2 1,32 s

AY2 2,87 67 /

BA2 ( N

Y
BB2 1.4 \ \ 0,38

BC2 ‘ \ \( 1,02

BD2 / N |/ 0,51

BE2 >

BF2 0,64

NS
\ 0,6 0,38

BH2 \ 0,13

<w2 \\ B 15,88 14,61
Y

BN2 \ 8,00
SA? 4,22
SB2 1.66
sD2 4,95
SE2 6,85
SG2 1,50 b

a) Voir Tableau 1.

b) Lorsque cette dimension est inférieure a 6,85 mm (pour étude ultérieure) et que la fiche est accouplée a une
embase conforme a la CEl 60603-7-7, utilisant I'option de commutation 1, il est possible que les conducteurs de signal
3,4,5,6 de I'embase soient en contact avec le blindage de cette fiche.

Lettre Maximum Nominal (réf)
BJ2 Rayon complet
BK2 3°30"
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4 Sorties de cable et connexions internes — embases et fiches

4.1 Généralités

Un connecteur peut comprendre des sorties multiples entre I'extrémité de cable et I'interface
de contact séparable. Elles peuvent comprendre des sorties a insertion a force de ressorts
d’embase dans les cartes imprimées par exemple. Toutes les sorties doivent satisfaire aux
exigences de sortie appropriées données dans la présente norme.

Si on utilise un type de sortle sans soudure qU| n’est couvert par aucune speC|f|cat|on CEl, le
fournisseu ans la

Les fighes sont destinées a étre équipées de cables a leurs extrépte ityer des
ensemples de cables et de connecteurs. La désignation du type . nit des

informati § nobrin)
auquell le conducteur peut étre raccordé et le type de 23X isé >(a douder,
autodénudantes, etc.). Les détails particuliers concernant J4 et I'épaisseur
de l'isglant du conducteur, la dimension et la forme du cordon © \- b, etc.,

t pas traltes dans Ia presente specmcatlon particulie e Des ch ineurs
s fils,
iches.

ne sof
concer
des ga

'gssurer
pe de

Si le ¢
que to
cable.

4.2
4.2.1

Les sorti

4.2.2

1
B

Les sorti

4.2.3

Les sorti

4.2.4 Sorties a p€rcement d’isolant

L i S P EH 1 P | H $£ A4 £ - | ol wll B AYaYXo ¥ Lo WAl
€es sorttes—=a PCTLTTTTITITUU TS UTATTU UUTVETTU T T LUTTTUTTIITICTS a Td U LT UUJOJZ=U.

4.2.5 Sorties a insertion a force (broche élastique)

Les sorties a insertion a force doivent étre conformes a la CEIl 60352-5.

4.2.6 Sorties a ressort

Les sorties a ressort doivent étre conformes a la CEl 60352-7.

4.2.7 Autres types

Dans le cas ou un type de sortie sans soudure, qui n'est couvert par aucune spécification CEI
est utilisé et ou le fournisseur ne peut pas démontrer un niveau similaire de performance ou
s'il n'existe pas de norme applicable dans la série CEl 60352 qui puisse étre utilisée comme
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référence, le fournisseur doit démontrer la conformité avec le programme d'essais complet de
7.7 pour toutes les variantes possibles de sorties, par exemple chaque type de construction
de cable (type de construction de blindage, construction des fils (rigides, souples)) avec
lesquels le connecteur est destiné a étre utilisé.

5 Calibres

5.1 Embases

Les calibres doivent étre fabriqués selon les exigences suivantes:

Matérigu: acier a outil, trempé

# = Rlugosité de surface, selon ISO 1302.
Ra = 0,25 um maximum

Une tolérance d’'usure de 0,01 mm doit étre appliquée.

Des egpaces doivent étre prévus pour les contacts de

e

<=
IEC 091/05

Légende

1 Quatre endroits.
2 Six endroits.

3 Tout autour.

Figure 5 — Calibre "entre"
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- X3

-
A
NS NOX N\

N

,@gf

IEC 092/05
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- X3 ——

AK7

1

sions pour les Figures 5 et 6

PR
A OC AN

f@gf

IEC 093/05

aximmam Minimum Nominal (rgf)
Lettre<\ \\\$
mm mm mm
€3\ \ N\ 11,796 11,786
s5 X 12,050 12,040
s7 11,68 11,58
X3 10,16
B3 U5T U.389 U450
AC3 6,716 6,706
AC5 6,45 6,35
AC7 6,970 6,96
BC1 0,89 0,64 0,76
w3 6,12 6,109
W5 6,38 6,365
w7 5,97 5,89
AK3 8,357 8,346
AK5 8,13 8,05
AK7 8,672 8,66
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5.2 Fiches

Matériau: Acier a outil, trempé.
= Rugosité de surface, selon ISO 1302.
Ra = 0,25 um maximum
Une tolérance d’'usure de 0,01 mm doit étre appliquée.

, Aq__ AX2
n2 7 N S
x Tl o
K
74
LA - ATZ BRE

—— AD4

AK4

AB4

=10,1 mm [C]]

- @g‘

IEC 405/07

Figure 7 — Calibre "N’entre pas"”

Tableau 5 — Dimensions pour la Figure 7

ot Maximum Minimum
cetae
mm mm
S4 11,593 11,582
S6 11,989 11,887
w4 6,02 6,010
W6 6,40 6,30
AB4 0,38 0,0
AC4 6,91 6,81
AC6 6,512 6,502
AD4 0,127 0,0
AK4 9,42 9,32
AT2 15,29 15,19
AX2 0,635 0,38
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ADG6

— Ad AX2 @ A i— ADG6
N \ /

A
= J v g ﬁ v / ] ™ AB6

AA4 AJ2
AY2 X4 ACE,
[ — A L
F ™
- =/0.05mm|lc NN
N
W6Q
A —[o0smm o

A- 8 -C-
Seﬁn A-A \ \? @{ 37

IEC P95/05

Légende
1 Tout aytour
Figure
Tableau 6 —
Minimum
Lettre [\ i
mm

1,438

N\ ,
s&. ) < 11,847 11,836

T4 NIONCINAN S 4115 4,013
we” \ N ) 6,198 6,187
4 N\ 2\ 6,604 6,594
LY N\ 2,39 2,34

2,39 2,29

\
AR\ N 1,255 1,245

}Be\ \ 0,38 0,0

AC8 6,767 6,756
AD6 0,13 0,0
AK8 8,357 8,346
AW2 9,42 9,32
AX2 0,64 0,38
AY2 0,305 0,295
AZ2 11,91 11,81
Lettre Maximum Minimum

AJ2 16° 14°
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6 Caractéristiques

6.1 Généralités

60603-7-3 © CEI:2008

La conformité avec les programmes d’essais est destinée a assurer la fiabilité de tous les

parameétres de performance, y compris ceux de transmission sur la gamme des con

ditions

climatiques de fonctionnement. Le fait que la résistance de contact soit stable et conforme

constitue une bonne indication de la stabilité des performances de transmission.

6.2 Affectation et groupement des broches et des paires.
Pour lgs spécifications pour lesquelles les groupements de broches et de paires s’appquuent,
sauf spécification contraire, les affectations et groupements de broches et de pai oivent
étre te|s que représentés a la Figure 9. <\
IEC 096/05
Figure 9 — eCta et\groupement des paires et des broches des embases

(Vue de face du connecteur)
6.3 [)d catégories climatiques
Il condient gu aleufs les plus basses et les plus hautes de température ainsi|que la
durée e I'essai pu de chaleur humide soient choisies parmi les valeurs préférentielles
indiquges en” 2.3 la CEI 61076-1:2006. Les connecteurs sont classés en catggories
cIimathues selon les regles generales donnees dans la CEI 60068 1. La plae de
tempér i [ F ' i f ' de ont

été choisies pour etre conformes a la CEl 61156.

Tableau 7 — Catégories climatiques — Valeurs choisies

Essai continu de chaleur

Température inférieure Température supérieure humide
Catégorie climatique
°C °C
jours
40/070/21 -40 70 21
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6.4 Caractéristiques électriques
6.4.1 Lignes de fuite et distances d’isolement

Les tensions de fonctionnement admissibles dépendent de I'application et des exigences de
sécurité applicables ou spécifiées.

La coordination de I'isolement n’est pas exigée pour ce connecteur; c’est pourquoi, les lignes
de fuite et les distances d’isolement de la CElI 60664-1 sont réduites et couvertes par les
exigences des performances d’ensemble.

Par conrséqd tghes—de i i isetemer 2 ne des

Dans |
interveIa

elles dpivent étre diment prises en compte.

Voir le|Tableau 8.

Tableau 8 — Lignes de fuite et |st?ﬁfes ise ent
Z\ A
Distande minimale entre les contacts et le blindage o \ I}\é ce@nima entre contacts adjacgnts
le chassis {\
Ligne de fuite Distance d’iso me}\ Lithe Distance d’isol¢gment
mm m mm

m
N\ 0,36 0.36

6.4.2 Tension de té
Condit|ons: %»

ntes: 1 000 V courant continu ou courant alternatif en|valeur
de créte, entre contacts

1 500 V courant continu ou courant alternatif en|valeur
de créte, entre contacts et blindage et panneau d/essai
6.4.3
Condit|ons: CEI 60512, Essai 5b

Tous les contacts, connectés en série

Le courant limite admissible permanent de chaque contact de signal lorsqu'il est connecté en
série conformément aux exigences de 2.5 de la CEI 61076-1:2006 doit étre conforme a la
courbe du taux de réduction donnée a la Figure 10.
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<
2,5
o
=]
[}
g 2,0
® \
2 15
§ 1,0 AN
>
S 05 \\
0 -—
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Température ambiante du connecteur °C
IEC Q5
L’augmgntation maximale de la température est de 30 °C lorsqu’on applique Q s iante de

60 °C.

6.4.4 Résistance de contact initiale — Interface
séparables)

Condit|ons:

6.4.5
Condit

6.4.6
Condit|ons;

£ embases et fiches

CEI 60512, Essai 2a
Montage selon 7.2

Figure 11

CElI 60512, Essai 2a

Connecteurs accouplés

Points de connexion: sortie de cable sur sortie de cable

Parmi tous les conducteurs de signaux, différence maximale entre maximum et
minimum

50 mQ maximum

6.4.7 Résistance d'isolement initiale

Conditions:

CEI 60512, Essai 3a

Méthode A

Connecteurs accouplés

Tension d’essai: 100 V en courant continu

Entre chaque contact de signal et de blindage: 500 MQ minimum
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6.4.8 Impédance de transfert
Conditions:  Annexe |, Impédance de transfert

Connecteurs accouplés, terminaison avec chaque construction de cable
autorisée pour ces connecteurs

Tous les types: <0,1/93 Q de 1 MHz & 10 MHz
<0,021Q de 10 MHz a 80 MHz
ou fest la fréquence en MHz

6.5 Caractéristiques de transmission

6.5.1 Generalites

Le niveau de performance de catégorie 5, concernant les caractérisfiqiies< A ission,
est dégterminé conformément aux méthodes d’essai spécifiques A€ol Jroupe
d’essa| EP. Les performances de transmission, d’'interopérabilité ef\de \¢con ibilité appont de
la catégorie 5 doivent étre démontrées en soumettant aux essdi S 3 pute la
gamme des fiches ou des “fiches d’essai” décrites a I’Anne NI 2 et la
compatibilité amont des fiches doivent étre démontrées _€n™e ttant aux essais par

rapporf aux limites de I’Annexe C.

Touteq les exigences de performances de trans ns de

référerice spécifiés a I'Article D.8.

6.5.2 Perte d'insertion

Condit|ons: Annexe E, Perte d’insertion

< f < 100 MHz) ou f est la fréquence
eyne yaleur inférieure a 0,1 dB, I'exigence doit fevenir

6.5.3
Condit

es que la formule donne une valeur supérieure a 30 dB, l'exigen¢e doit

6.5.4

Tous les types: <2,5 ns

La réalisation de I’essai de temps de propagation n’est pas nécessaire, dans la

mesure ou l'on estime que les connecteurs sont conformes par conception.
6.5.5 Biais temporel

Tous les types: £1,25 ns

La réalisation de l'essai de biais temporel n’est pas nécessaire, dans la

mesure ou I'on estime que les connecteurs sont conformes par conception.
6.5.6 Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)
Conditions:  Annexe G, Affaiblissement paradiaphonique, paire a paire (PP)

Connecteurs accouplés entre toutes les combinaisons de 2 paires de contacts
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Tous les types: 283 — 20 log(f) dB (1 MHz < /< 100 MHz) ou f est la fréquence
en MHz

Dés que la formule donne une valeur supérieure a 80 dB, l'exigence doit
revenir a 80 dB

6.5.7 Affaiblissement paradiaphonique cumulé (pour information uniquement)
Conditions:  Connecteurs accouplés, entre chaque paire et toutes les autres paires
combinées
Tous les types: 280 — 20 log(f) dB (1 MHz < < 100 MHz) ou f est la fréquence
en MHz
NOTE Lelle Cdalractelistiique esSU oDlernue pdr COnformite avec Ida pParadiapnornie FF L0) et 11 n est pas
nécessajre de procéder a son essai.
6.5.8 Affaiblissement télédiaphonique (FEXT)
Conditlons:  Annexe H, FEXT paire a paire
Connecteurs accouplés entre toutes les combingiso tacts
Tous les types: 275,1 — 20 log(f) dB (1 MHg_= U flest la
fréquence en MHz
Dés que la formule donne une valelr supgui a ¥ e doit
revenir a 75 dB
6.5.9 | Affaiblissement télédiaphoni iBn uniguement)
Conditlons:  Connecteurs accouplés et toutes les autres [paires
combinées
< f < 100 MHz) ou flest la
NOTE [ette caractéristiqug ! paire de
procédef a son essai.
6.5.10
Condit|ons:
20 log(f) dB (1 MHz < /< 100 MHz) ou f est la fréquence
e doit
6.5.11
Conditlons:;~ Annexe J, Perte de transfert de conversion transverse

connecteurs accouples

Tous les types: 268 — 20 log(f) dB (1 MHz < f < 100 MHZz) ou f est la fréquence
en MHz

Dés que la formule donne une valeur supérieure a 40 dB, l'exigence doit
revenir a 40 dB

6.5.12 Affaiblissement de couplage

Conditions:

Selon EN 50289-1-14
Connecteurs accouplés
Tous les types: =235 dB de 30 MHz a 100 MHz
275 — 20 log(f) dB de 100 a 1 000 MHz
ou fest la fréquence en MHz
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NOTE On suppose que l'affaiblissement de couplage est satisfait lorsque la perte de conversion transverse et la

perte de

transfert de conversion transverse sont satisfaites sur toute la largeur de bande.

6.6 Caractéristiques mécaniques

6.6.1

Fonctionnement mécanique

Conditions: CEIl 60512, Essai 9a

Vitesse: 10 mm/s maximum

Repos: 1 s minimum (accouplé et désaccouplé).
PL 1: 750 manceuvres

Pl 2: 2 500 manceuvres

NOTE

6.6.2

6.6.3
Condit

7.1
Voir I’A

Ce do

cument indique
d’éprouyivettes po

agréem

Il est

représ
peut é
particu

Les cq

PL 1 et PL 2 sont définis a I’Article 2.

Efficacité des dispositifs d’accouplement des connecte
Conditions: CEI 60512, Essai 15f.
Tous les types: 50 N pour 60 s £ 5 s.

Forces d’insertion et d’extraction
ons: CEI 60512, Essai 13b
Vitesse: 10 mm/s maximum

Généralités

rticle 5 de la C

€ la gamme couverte par la spécification particuliére) mais
caractéristique doit étre établie.

larité et.ehaqu

ombre

nir leur

et qui
haque

niecteurs doivent avoir été traités soigneusement et de maniére professio

nnelle,

confor

mement aux bonnes pratiques en vigueur.

Sauf spécification contraire, les connecteurs doivent étre essayés accouplés. Pour les
mesures de résistance de contact, on doit prendre des précautions particuliéres pour
conserver la méme association de connecteurs pendant toute la séquence d'essai, c'est-a-
dire que lorsque le désaccouplage est nécessaire pour certains essais, on doit reprendre les
mémes connecteurs et les accoupler pour la suite des essais.


https://iecnorm.com/api/?name=a89d1b26364bc4ff0eea069339b0c4f8

- 118 - 60603-7-3 © CEI:2008

7.2 Disposition pour I’essai de la résistance de contact

\

98/05

Légendg
1 Embase.
2 Pint B.
3 Ppint A.
4 Alussi court que possibl
5 Fjche.
6 Ppint C.
7 Alussi court i
8 Ploints de mesuxg’dg

La pro

a) Dé
Fig

b) Déferminer la résistance électrique de la matiere de la fiche entre les points B et € de la
Figurg A1 par calcul ou mesure. Cette résistance est notée Rz

B de la

c) Mesurer la résistance totale des connecteurs accouplés entre les points A et C selon les
exigences et procédures de la CEI 60512, Essai 2a. Cette résistance est notée Rp¢

d) Calculer la résistance de contact en soustrayant la somme des résistances électriques de
la matiére de I'embase et de la fiche, de la résistance totale des connecteurs accouplés.

Résistance de contact = Ryc — (Rag) + Rpcy)

ou | indique la valeur initiale.
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7.3 Disposition pour I’essai de vibrations (phase d’essai CP1)

0
;\@ﬁ >203,2

>203,2

IEC 099/05

Légendd
ément de vibration d'embs

oint de contact.

oint C. Fixer sur la
che.
mbase fixée

©® N O g B~ WwN
U T M M T T T M

litige,

Sauf spécification contraire, tous les essais doivent étre exécutés dans les conditions
atmosphériques normales pour les essais spécifiées dans la CEIl 60068-1.

Lorsque des procédures d’agrément sont concernées et que des méthodes alternatives sont
utilisées, il est de la responsabilité du fabricant de démontrer a I'autorité d’agrément que
toute méthode alternative qu’il peut utiliser donne des résultats équivalents a ceux obtenus
par les méthodes spécifiées.

7.5 Préconditionnement

Avant de réaliser les essais, les connecteurs doivent étre préconditionnés pendant 24 heures
dans les conditions atmosphériques normales pour les essais telles qu’elles sont spécifiées
dans la CEIl 60068-1, sauf stipulation contraire dans la spécification particuliere.
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7.6 Cablage et montage des éprouvettes
7.6.1 Cablage

Le cablage de ces connecteurs doit tenir compte du diamétre du fil des cables défini dans les
CEI 61156-2, CEI 61156-3, CEl 61156-4 et CEl 61156-5 selon ce qui est applicable. Lorsque
le cablage des éprouvettes est exigé, la présente spécification particuliére contient des
informations appropriées pour satisfaire aux méthodes d’essai choisies.

7.6.2 Montage

Sauf speC|f|cat|on contralre Iorsque Ie montage est nécessaire pour un essai, les
connegq
access
spécifig
spécifi 3ation particuliére.

gesente

7.7 Programmes d’essais

o

Les parametres d’essai requis ne doivent pas étre inférieu

7.71 Programme d’essais de base (minimal)

Non apgplicable

7.7.2 Programme d’essais comple
7.7.21 Généralités

Les espais suivants spécifi
satisfajre.

oivent étre vérifiées et les exigences a

représente 5 gre AP, BP, CP, DP et FP. Un groupe de 2 dpit étre
utilisé pour les essais groupe EP. Les N groupes de 1 doivent étre destinés
aux esgsais de groupe GP. N représente chaque type de
constryiction de lequel les connecteurs sont destinés a étre utiligés.

Pour upe séqueni d'e : Rimum de 52+N éprouvettes est nécessairg. Cela

Le grdupe dlessai i e réalisé N fois avec les éprouvettes terminées ayec les
différents” types dewcohstruction de cable avec lesquels les connecteurs sont destinés| a étre
utiliséq.

Sauf spécification~contraire, les essais de résistance de contact, y compris les contgcts de
blindage/s'appliquent uniquement a l'interface entre la fiche et I'embase (voir 7.2).

7.7.2.2 Groupe d’essais P — Essais préliminaires

Toutes les éprouvettes doivent étre soumises aux essais suivants. Toutes les éprouvettes du
groupe d’essais doivent étre soumises aux essais préliminaires du groupe P dans l'ordre
suivant; voir Tableau 9.

Les éprouvettes doivent ensuite étre divisées en un nombre approprié de groupes. Tous les
connecteurs de chaque groupe doivent subir les essais suivants dans l'ordre indiqué, avec la
modification nécessaire de I'ordre des essais ou I'ajout de nouveaux essais pour vérifier les
caractéristiques complémentaires des connecteurs.
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Tableau 9 — Groupe d’essais P

Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai - . - -
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
© o condition d’essai C o
Essai n Essai n
P1 Examen Examen 1a Il ne doit y avoir aucun
général visuel défaut susceptible de
nuire au fonctionnement
normal
Examen des 1b Les dimensions doivent
dimensions et satisfaire a celles de la
de la masse Fepeciication p rticuliere
P2 Polarisation Non applicable A
P3 Résistance de Points de mesure Méthode au ésistancesde|contact =
contact comme a la Figure niveau des 20N Q wpaximym
11 millivolts
Tous les contacts de
signal et blindage /
éprouvettes <\
P4 100 V en courant A\ 3a \560 MQ minimum
continu
Méthode A
Connecteurs
accouplé
P5 4a 1 000 V en coyrant

Contact\de signa
/contac sign
Méthode A %

>

ecteurs

accouplés

ensiw/
tenye

continu ou en g¢ourant

alternatif, vale

1 500 V en coy
continu ou en
alternatif, vale

rant
Courant

ir de créte

ir de créte
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7.7.2.3 Groupe d’essais AP
Tableau 10 — Groupe d’essais AP
Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
e condition d’essai C o
Essai n Essai n
AP 1 Forces 13b Dispositif de verrouillage Force d’insertion 30 N
d’insertion connecteur enfoncé maximum
et
d’extraction Forqe d’extraction 30 N
maximum
AP 2 Efficacité 15f Vitesse d’application de 50 pendant
des charge 44,5 N/s
dispositifs maximum TERS
d’accouplem
ent des
connecteurs /\
AP 3 Variations 11d —40°C a70°C \/
rapides de i
température Connecteurs accouplés \
s 25 cycles 1 = 30 min
Temps de reprise 2 h
AP 4 tin sta > 3a 500 MQ min|mum
d is Ie
és
AP 5 Re istance de 2a 20 mQ max fe variation par
ont t rapport a la paleur initiale
T
s{gnal et
[\ 5 ro’wkette )\/
AP 6 Tension de 4a 1000 V en cpurant continu ou
signal{centast designal: | tenue en courant dlternatif, valeur
A de créte
éthode
\Conne eyrs accouplés
%us,le/s contacts de 1500 V en cpurant continu ou
ignal par rapport au en courant glternatif, valeur
\ }indage et au panneau de créte
d’essai:
\ Méthode A
Connecteurs accouplés
AP 7 Connecteurs Examen 1a Il ne doit y avoir aucun défaut
désaccouplés visuel susceptible fle nuire au
fonctionnemgnt normal
AP 8 Chaleur Voir 21 cycles
humide CEI 60068 | basse température
cyclique -2-38 25 °C

haute température 65 °C
sous-cycle froid =10 °C
humidité 93 %

Moitié des échantillons
accouplés, moitié
désaccouplés
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Tableau 10 (suite)

o
A

>onnecteurs accouplés

Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai - . - -
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
Lo condition d’essai C o
Essai n Essai n
AP 9 Points de mesure Résistance de 2a 20 mQ max de variation par
comme a la Figure 11 contact rapport a la valeur initiale
Tous les contacts de pour les contacts de signal
signal et blindage / Résistance entrée/sortie
éprouvettes 100 mQ max pour le blindage
AP 10 Forces 43 D;opuo;t;f e leluu;::ayU tion 30 N
d’insertion connecteur enfoncé
et .
d’extraction pction 30 N
AP 11 Efficacité 15f Vitesse d’application de t60s+5s
des charge 44,5 N/s
dispositifs maximum
d’accouple-
ment des
connecteurs
AP 12 Connecteurs Examen 1 Il ne doit pa$ y avoir aucun
désaccouplés visue défaut suscgptible de nuire au
f\ /\ fonctionnempent normal
AP 13 Soudage Comm%phﬂgab{\ 8 ( U F'/
AP 14 Résistance Comme apyplicable v
a la chaleur
de soudage
.
AP 159 Contact signal Mon de 4a 1 000 V en dqourant continu ou
e'signak >enue en courant dlternatif, valeur
) de créte
e A
\Qonyr%\rs aceouplés
1 500 V en dourant continu ou

en courant dlternatif, valeur

de créte

2 La ph
réaliséq

aQ1 ne

it pas

3
W

tre réalisée si les essais de soudage et de résistance a la chaleur de soud

hge n'ont pas été

SO
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7.7.2.4 Groupe d’essais BP
Tableau 11 — Groupe d’essais BP
Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
C o condition d’essai C o
Essai n Essai n
BP 1 Fonction- 2 N manceuvres (voir Voir Annexe B
nement fonctionnement
mécanique du meécanique)
dispositif de
\lnrrnuillngn
BP 2 Fonction- 9a N/2 manceuvres (voir
nement fonctionnement
mécanique mécanique). Vitesse
10 mm/s. Repos 1 s
(accouplés et
désaccouplés).
Dispositif de
verrouillage
inopérant \
BP 3 Corrosion 11g 4 jours \1 19
dans un flux Moitié des échantillons
de mélange accouplés
de gaz Moitié(défou?(\> 0 >
BP 4 i 'sistéwe\/ 2a 20 mQ maximym de
de sontact variation par rapport a la
valeur initiale pour les
contacts de signal
> Résistance enf{rée/sortie
100 mQ maximum pour le
[\ blindage
BP 5 Fonction., 9a
nement
mécaniq
Repog 5 s (si
esdccouplés).
Dispositif de
verrouillage
g inopérant
BP 6 \ \) Points de mesure Résistance 2a 20 mQ max de|variation
comme a la Figure de contact par rapport a I§ valeur
11 initiale pour le$ contacts
Tous les contacts de de signal
signal et blindage / Résistance enf{rée/sortie
eprotrettes +o6TmErTMaxiium pour le
blindage
BP 7 100 V en courant Résistance 3a 500 MQ minimum
continu d'isolement
Méthode A
Connecteurs

accouplés
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Tableau 11 (suite)

Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai - . - -
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
C o condition d’essai C o
Essai n Essai n
BP 8 Contact de Tension de 4a 1 000 V en courant
signal/contact de tenue continu ou en courant
signal: alternatif, valeur de créte
Méthode A
Connecteurs
accouplés
TOUS Tes contacts de 00 Ven cogrant
signal par rapport au Courant
blindage et au ir de créte
panneau d’essai:
Méthode A
Connecteurs
accouplés
BP 9 Examen %\ Il neNdoif y avgir aucun
visuel éfaut suscepflible de
nuire au fonctipnnement
ormal
7.7.2.§ Groupe d’essais CP /:
Tableau@ upe\d’essais
Phas¢ Essai / Mesure a effectuer
d'ess3i - — - -
Tite | CEI 60512 N Jitre | CEI 60512 Exigenfces
Eéh?\ Essai n°
CP 1 Vibrations 6 Perturbation 2e 10 ps maximum
de contact
: Accelératton =
/ 2
\?\Z/;ayages | axe
Points de mesure
comme a la Figure
& 12
CP 2 \ \) Points de mesure Résistance 2a Aucune perturbation de
comme a la Figure de contact fiche et d'embgse entre
11 I'essai de vibrgtions et la
mesure
Tous les contacts de
signal et blindage / 20 mQ maximym de
\:Hluuvuttuo vartaton ot pport ala
valeur initiale pour les
contacts de signal
Résistance entrée/sortie
100 mQ maximum pour le
blindage
CP3 100 V en courant Résistance 3a 500 MQ minimum
continu d'isolement
Méthode A
Connecteurs
accouplés
CP 4 Connecteurs Examen 1a Il ne doit y avoir aucun
désaccouplés visuel défaut susceptible de
nuire au fonctionnement
normal
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7.7.2.6 Groupe d’essais DP
Tableau 13 — Groupe d’essais DP
Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai - . - -
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
© e condition d’essai C o
Essai n Essai n
DP 1 Charge 9b 500 h 70°C 0,5A 5 connecteurs
électrique et Ari i
tempé?ature ;’ehnode de reprise Pas de courant 5
connecteurs

DP 2 100 V en courant Résistance 3a 500 MO minimum
continu d'isolement
Méthode A
Connecteurs
accouplés /\

DP 3 Contact de Tension de da rant
signal/contact de tenue Courant
signal : ir de créte
Méthode A
Connecteurs
accouplés
Tous les contacts de 1 500 V en coyrant
signal par rapport au continu ou en ¢gourant
blindage et au > O > alternatif, valelir de créte

DP 4 Connecteur xam 1a Il ne doit y avdir aucun
désacdpupl visue défaut suscepflible de

nuire au fonctipnnement
normal

DP 5 Résistance 2a 20 mQ maximym de

de contact variation par rapport a la
valeur initiale pour les
contacts de signal
Résistance enf{rée/sortie
100 mQ max ppur le
blindage

DP 6 Calibra hnexe L\| A la fois fiche et Tous les échanptillons
embase soumis aux espais

doivent subir gvec
succes tous lep calibres
et toutes les fdrces

DP 7 Contirmw/ Annexe A | Tous les contacts de | Perturbation 2e 10 ys maximurh

calibrage signal et blindage / de contact
éprouvettes
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7.7.2.7 Groupe d’essais EP
Tableau 14 — Groupe d’essais EP
Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
C o condition d’essai C o
Essai n Essai n
EP 1 Toutes les paires Perte Essai 25b [ Selon Article 6
d'insertion et Annexe
E de la
présente
parﬁn de.
la CEI
60603-7
EP 2 Toutes les Affaiblis- ) elon'Article 6|
combinaisons de sement
paires, dans les paradiaphoni
deux directions
EP 3 Toutes les paires \S/elon Article 6|
dans les deux
directions
EP 4 Toutes/es Affaiblis- Essai 25a | Selon Article 6|
combinaiso mery FEXT | et Annexe
paires, H de la
eu présente
partie de
la CEI
(\ 60603-7
EP 5 oute Ie\ﬁgai}s Perte de Annexe J [ Selon Article 6|
conversion de la
transverse présente
partie de
la CEI
\ 60603-7
EP 6 \ Perte de Annexe J | Selon Article 6
transfert de de la
4 conversion présente
transverse partie de
la CEI
60603-7
EP 7 Résistance Points de mesure Méthode au 2a Selon Article 6
éntrée/sortie comme définis en niveau des
oneou 45 FrHHveis
Tous les contacts de
signal et blindage
EP 8 Déséquilibre Points de mesure Méthode au 2a Selon Article 6
de résistance comme définis en niveau des
entrée/sortie 6.4.6 millivolts

en courant
continu

Tous les contacts de
signaux

Toutes les mesures doivent étre réalisées sur les connecteurs

accouplés.
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7.7.2.8 Groupe d’essais FP
Tableau 15 — Groupe d’essais FP
Phase Essai Mesure a effectuer
d'essai
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
C o condition d’essai C o
Essai n Essai n
FP 1 Essai de UIT-T Connecteurs Essai 2.1 et 2.2:
surcharge ) accouplés, Critére d'acceptation A
K.20:2000 | Tapleau 2a/2b, selon UIT-T K.44 :2000,
Niveau d'essai de Article 9,
hase
Essals 2.1.12, I Zﬁgcce; tation B
2.1.1b, 2.1.3, 2.2.1a
et 2.3.1a selon ~FK.j4 :2000,
o /\ rti
FP 2 100 V en courant Résistance a 500 (Wum
continu d'isolement
Méthode A
Connecteurs
accouplés \
FP 3 Connecteurs Examen BN 1a Y(ne doit y avdir aucun
désaccouplés isue, défaut suscepflible de
nuire au fonctipnnement
(\ /\ normal
7.7.2.9 Groupe d’essais GP
Tableau (16 —/Grou is GP
Phas¢ < Es ai/ \\) ) Mesure a effectuer
d'essai N
Titre 1 60512 évé t\é\ou\j Titre CEI 60512 Exigenfces
N condition d’essai C o
Essai Essai n
GP 1 Haute 50Q h 782C
températu Peériode de reprise
@s échantillons
\ S accouplés
GP 2 oir\&/ 21 cycles,
CEl 60 basse température
-2- 25 °C,
haute température
65 °C,
sous-cycle froid
-10 °C,
humidité 93 %
Moitié des
échantillons
accouplés,
Moitié désaccouplés
GP 3 Essais
supplémentaires
pour étude ultérieure
GP 4 Impédance de | Annexe | Selon Article 6
transfert
GP 5 Affaiblis- EN 50289- | Selon Article 6
sement de 1-14

couplage
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Annexe A
(normative)

Procédure d’essai de la continuité de calibrage

A.1 Objet

Cet essai est destiné a vérifier que la continuité électrique est assurée dans les conditions les

plus défavorables de la fiche pour les contacts de signal et le blindage.

A.2 Préparation des éprouvettes

Il conyient d’appliquer un calibre conforme a la Figure A.1
d’embgse a I'essai.

A.3 Méthode d’essai

rouvette

| 'essai
doit ét
Pour I' e haut
jusqu'g
Pour I'essai du contact de/nli i € inséré a fond puis déplacé vers les
deux cbtés du connecteulj i € g la paroi en plastique de I'embasle. Ces
mouvements doivent é SRE i
Au colrs de ces@ ) c 8¢ vers I'avant de 20 N minimum doit étre appliquée
comme indiqué parta fles i
A.4
L’éprolive u une

Matériau: acier a outil, trempé avec finition plaquée adaptée.

Rugosité de surface: selon I''SO 1302, Ra: 0,25 um maximum.
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Tableau A.1 — Dimensions pour la Figure A.1

Lettre Maximum Minimum
mm mm
A1 11,59 11,57
B1 4,90
c1 0.8 0,6
D1 4,12 4,10
E1 15,0
F1 0,89 79
H1 0,47 A 0a5¢
J1 0,69 AN \059
L1 6,72 AN 8% N\ /]
N1 5,90 88
P1 47 { \ \‘\\\i\,s>
R1 1,6 AP\ N\ 1,
S1 146 [ ) 1,44
T1 o \\"/ I N\
X1 4 ok ¢ AN 04
Y1 N/ 5,0
4 N
Lettre \ Q%(imbn\/ Minimum
K1 < 4 Ssbe 24°

r
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o
]
C1 D1
E1
2\
F1
(3) i
N N
Al

N1 | p1 K /\ B1 @ .
§ N

st
IEC 100/05

g

Légendq <>
1 Aréte vive.

Piece isglante

2
3
4

Figure A.1 — Calibre
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Annexe B
(normative)

Fonctionnement mécanique du dispositif de verrouillage

B.1 Objet

Cet essai d’endurance mécanique est destiné a évaluer les limites de fonctionnement du
dispositif de verrouillage des fiches.

B.2 PRréparation des éprouvettes

L’éprotivette doit étre préparée et montée de maniére a ce que le
Cilement accessible pour I'application de I'essai. Aucunr

soit fa
n’est a

B.3 Méthode d’essai

nombr

La vitg
dépass

[dmis.

uillage
h fiche

On doit faire fonctionner Répro p pe doit

étre er

Des d
utilisés

spositifs
sous rés

nt étre

manceuvres, les éprouvettes ne doivent pas montrer d¢ signe
ures dues a la contrainte subie par le dispositif de verrquillage
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Annexe C
(normative)

Exigences pour la fiche d'essai

C.1 Généralités

Dans cette Annexe, sauf spécification contraire, la fréquence est donnée en MHz.

Les fiches d’essai doivent étre mesurées conformément a la procédure
doiven} étre mesurées accouplées a une embase de référence telle que
I’Articl¢ C.5. Pour les mesures de la paradiaphonie de la fiche d’essQi, la (patadiaphgnie de
'embage de référence doit étre déduite. Utiliser les valeurs
paradiaphonie de I'embase de référence. Les Articles C.2 a,C.
référerce et ils spécifient la maniére dont la paradiaphonie dé I'embas enceg a été
déterminée. Toutefois, C.5.2 doit étre suivi pour choisir I'embas ¢ > articles
contiennent également des informations normatives dan es sont citees en
référenjce dans d’autres articles de la présente norme.

Lorsqu ( ntés a
I'intérigur d’'une pyramide, d’une voi / i iti s leur
impéda ‘ : hti

C.2 Désaccouplage (« de-embeddin : XT

fieur a
cable
de la paire de fils doit étre vérifié d?ns les
longueurs d'environ 81 mm. L'utilisation de
gngueur de fiche d'environ 75 mm, avec |es fils
pédance généralement disponible est utilis¢, ceci

Prélever une paire sur
35 dB [entre 1 MHz et
d'envir|
conditi
longue|
d'essal.
permet

NOTE d’accés peuvent étre estimées en mesurant le retard direct d’'un ¢able de
liaison d es devront étre corrigées plus tard en phase, comme cela est spgcifié en
C.3.2.

Prendr s iche normalisé conforme aux exigences dimensionnelles|de la
CEI 60603-7 ‘dans lequel les 8 conducteurs sont paralléles et placés a la méme hauteur.
Enleve emité™arfiere la ou se trouve le serre-cable de maniére a ce que la fiche pit une
longuejuride” 13 mm entre le bec ou se trouvent les contacts et son cété arriere. Pgrcer 8
chemins—de—conducteurs—a-traversle bec—de manisre-aceguelesfils-individusls puissent le

traverser.

Détorsader sur environ 19 mm une extrémité des quatre fils de paires torsadées de 81 mm de
long. Enlever sur 1 a 2 mm l'isolant de I'extrémité détorsadée de maniére a ce que des
résistances de taille de boitier 0603 puissent y étre soudées ultérieurement. Les placer dans
la fiche, en laissant dépasser 6 mm. La paire 3,6 devra étre défaite mais la reformer dés que
cela est réalisable en pratique a la sortie du bec. Sur I'extrémité arriére, insérer la paire 3,6
face a la patte de verrouillage de la paire 4,5; plus tard, on la pliera vers la patte de
verrouillage et la paire 4,5 sera éloignée de celle-ci.

Placer les lames de la fiche dans les fils.

Placer les conducteurs conformément a la Figure C.1.
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b

6 mm max.
0,25 in max.

P
100 Q

45:\‘\,—}

typique

EC 102/05

Les isolations des paires torsadées sont en contact les unes avec les autres ¢
La paire| 3,6 est pliée sur elle-méme aussi rapidement que possible a sa’sortie_d

Les conducteurs 2 et 7 sont éloignés respectivement des congdUcteurs { Ance au
maximuin et réduit le couplage au minimum entre les boucles 3,¢ -

Les fils pont pliés selon un angle de 45° par rapport a I’ax¢ de, |a_fi . gonales
et mininfise leur couplage.

Les conflucteurs 3 et 6 sont pliés vers la patte d

me cela
50 MHz.
urs des

Souder |es résistances de taille de boitier 0603
est replésenté. L’affaiblissement de réflexio
L’utilisat i
paires tq

iere du corps de la fiche selon un angle de 45° pu selon
e. Plier la paire 3,6 dans la direction de la patte dd la fiche
2 fiche avec un encapsulant.

Plier les
tout ang
et la pai

C.3.1

Dans € 'ou \la caractérisation de la fiche d’essai nécessite trois mesures |et des
soustractions—-entre leg mesures, il est nécessaire de réaliser les trois mesures aux mémes
fréquences._.C'est pdurquoi il est suggéré de toujours utiliser un balayage linéaire ¢ie 401
points enfré 1 et 401 MHz pour la qualification de la fiche d’essai.

Etalonner l'analyseur de réseaux en utilisant un étalonnage 2 accés complet. Utiliser des
circuits ouverts, des courts-circuits et des charges normalisés directement sur le symétriseur.
Pour I’étalonnage direct, placer les symétriseurs dos a dos de maniére a maintenir la polarité
avec un circuit direct de longueur nulle. Comme alternative, un transit de longueur autre que
zéro peut étre utilisé et ses effets sont étalonnés.

C.3.2 Extension d’acceés
Cc.3.2.1 Généralités

La fonction d'extension d'accés de I'analyseur de réseaux peut étre utilisée pour situer le plan
de référence de la fiche d'essai au niveau de l'interface de la fiche d'essai et de I'embase de
référence. Sinon, des composantes réelles et imaginaires en volts/volt peuvent étre obtenues
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a partir de lI'analyseur de réseaux et le plan de référence peut étre déplacé en post-traitement
en utilisant une feuille de calcul.

Noter que dans le cas de la fiche de référence, les extensions d’accés ne peuvent pas étre
déterminées au cours de I'étalonnage dans la mesure ou il n’y a pas de possibilité que la
fiche de référence soit ouverte et court-circuitée lorsque les résistances sont placées sur elle.
Ainsi, la procédure suggérée ne peut pas étre utilisée et une autre procédure doit étre utilisée
par exemple en déterminant le retard de la fiche aprés coup et en utilisant une feuille de
calculs pour régler la phase des données.

La constante de temps pour I'extension d’accés doit étre déterminée de la maniére suivante:

Un étdlonnage 1 accés complet doit étre réalisé pour établir un empla lan de
référerjce au niveau de l'accés du symétriseur. Les réglages de Eseaux
doiven'Létre suffisants pour obtenir une variation aléatoire maximale dglages
recomimandés sont les suivants:

a) |La fonction de mesure est le retard Sq.

b) |[Moyenner 4x ou plus.

c) |Pas de mesure (IFBW) de 300 Hz ou moins.

d) |Régler le lissage a 10 %.

C.3.2.2 Mesures des extensions d'z

a) |La fiche d’essai ou la fiche deN\réfere S fée aux symétriseurs d’'essai,
mesurer le retard Sy, déterminé a ircui aux extrémités de la fiche a
50 MHz (TDoyyert_s0mMHz) €t 100(MH iHz ) pour chaque paire.

b) |Mettre un court-ci i . ourtsgircuit doit connecter les broches de la
paire en essai a | urer le retard Si4 pour chaque paire a
50 MHz (TD¢ourt [50MH . 100MHz) réduit de maniere séquentiglle de
cette man

c) |Construire 1\ fi e. Mesurer le retard de cette fiche de re¢hange
accouplée a1 ) Brcircuit. Ensuite, souder a travers les lames de Ip fiche

¢ ard en court-circuit Sy1. Calculer le retard de I'embase
érence entre ces retards, avec une tolérance de 5 ps pour
sur les paires adjacentes et 15 ps sur la paire sépanée 36.
urés de la fiche d'essai ou de référence court-circuitée en
tard de I'embase de court-circuit.

d) aque paire de fils est déterminé par la moyenne des mesures de
retard de Ci ouvert et de court-circuit a 50 MHz et 100 MHz (moyennes de|quatre
nombres).

Ces mestres—deretard |cp|éac||tc||t desretards—datterretour—teretard—unidirectiomnel est

égal a la moitié du retard d’aller retour S{;. Pour les mesures de [I'affaiblissement de
paradiaphonie de chaque paire, les retards unidirectionnels des paires de fils concernées par
la mesure doivent étre utilisés pour régler la grandeur de I'extension d’accés pour chaque
acces selon I'équation (C.1).

TDouvert_5OMHz + TDouvert_100MHz + TDcourt_SOMHz + TDcourt_1OOMHz (C 1)
8 .

NOTE 1 Les mesures de retard dépendent de la proximité avec les plans de sol. Il convient que le positionnement
des paires de fils reste aussi constant que possible au cours des mesures.

Extension d'acces =

NOTE 2 La précision de mesure de cette méthode est d’environ 20 ps dans une mesure d’aller retour
correspondant a une distance unidirectionnelle d’environ 2 mm.

Lorsqu’on mesure I'affaiblissement de paradiaphonie de la fiche d’essai, les extensions
d’accés appropriées doivent étre appliquées aprés étalonnage pour aligner les données de la
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fiche d’essai accouplée a I'embase de référence et le plan du vecteur d’embase du Tableau
C.1. Cela peut étre réalisé comme suit:

1)

Mettre en service les extensions d’accés de I'analyseur de réseaux.

2) Entrer la constante d’extension d’accés calculée pour chaque accés (1 et 2) de

I’analyseur de réseaux.

C.4 Désaccouplage (« de-embedding ») de la fiche de référence pour la mesure
de NEXT

Mesurer la paradiaphonie de la fiche de référence désaccouplée sur I'ensemble des 6

combirfaisons de paires. IT est suggéré de reduire ou d eviter complete €s conyérsions
numériques entre les éléments réels et imaginaires et 'amplitude et la p dérant
les composantes comme réelles et imaginaires.
Coupef les résistances et les fils qui sortent du bec et qui vont ve
C.5 Désaccouplage (« de-embedding ») de I’embsz e pour la NEXT
C.5.1 Généralités
Désacg¢oupler une embase de référence.comme s
Prendre pour commencer un élément S 5 gncé -630810-A ou une embasle pour
carte imprimée montée en inverse équivalente onter sur une carte imprimée a\ch des
condugteurs de 100 Q allant aux emplagements gntage des résistances. Monter les
résistances RF de précisign en surface sur la carte imprimée de
I’embaFe. Des pieces équi a_Rembaske de référence peuvent étre utiliséeg si le
laborafoire peut démo obten r’'des résultats équivalents. Couper [les fils
d’embase qui dépasse 6 i primé vers le sommet de la soudyre. Le
sommet de la soudu if X ouver a plus de 1,0 mm au-dessus de la carte de
circuit jmprimé.

STEWRT S+ TIA

CONISECTOR DE-EMBEDDED

SYSTEMS JACK MODULE
@Y
rogpios . M8 0 ppy (g-1;
IEC 103/05
Figure C.2 — Désaccouplage (« de-embedding ») de I'embase de référence

C.5.2 Choix de I’embase de référence désaccouplée (« de-embedded ») pour la NEXT

La procédure décrite dans ce paragraphe définit un coefficient de qualité pour la cohérence
de I'embase de référence. L'embase de référence utilisée pour mesurer les fiches d'essai doit
se situer dans les limites des meilleurs 25 % d'au moins 20 embases de référence mesurées
sur toutes les combinaisons de paires.
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Ceci réduira la variance de mesure due a la variance dans le lot d'embases.

Il convient d'utiliser les procédures de désaccouplage spécifiées dans les Articles C.1 a C.3
pour mesurer les embases de référence. La performance d'une embase de référence de
laboratoire spécifique désaccouplée doit étre vérifiée en déterminant le vecteur
d’affaiblissement de paradiaphonie, accouplé, des échantillons d'embases multiples en
utilisant une fiche de référence. Un échantillon d'embases de référence d'au moins 20
éléments doit étre mesuré.

Le coefficient de qualité doit étre déterminé comme suit:

a) Co

r chaque combinaison de paires, faire ce qui suit:
— |Mesurer la paradiaphonie réelle et imaginaire de la fiche de réferencg 2e et de

— [|Calculer la moyenne des composantes réelles ou imaginai i erence

— |Ecarter tous les points de données réels pour toutes les~emb3 3 RJ réel
moyen est inférieur a 316 pV/V.

— |Ecarter tous les points de données imagin
RPRJ imaginaire moyen est inférieur a 316

que le

— |Normaliser les données de différs nce de
mesure.

— |Mettre les donnég nt les

composantes réell
— |Faire la somme|de toutes les

c) Compiler les résultats po sombinaisons de paires. Faire la somne des
données po te les éombinaisens\de paires pour chaque échantillon. Ceci dpnnera
un geul chiffre tomme eceeffidientde gralité pour chaque embase de référence.

Les efnbases dé doivent se situer dans les 25 % inférieurs fdu jeu

d'échapntillon.

NOTE [ { e\l’'ampliude de la paradiaphonie est supérieure a 70 dB; I’écart type ne doit pas étfe utilisé
pour dispualj <

C.6 Mesure-de nbase désaccouplée (« de-embedded ») de référence popr la

EXT

Utiliser le méme étalonnage, la méme extension d’accés et la méme gestion d’impédance que
pour la mesure de la fiche de référence.

Mesurer la NEXT de la fiche de référence désaccouplée et de I'embase de référence
désaccouplée accouplées ensemble sur les 6 combinaisons de paires.

Le vecteur d’embase est la différence entre les mesures de la fiche désaccouplée de
référence et de 'embase désaccouplée de référence.

C.7 Construction de la fiche d’essai

Couper les fils de la fiche d'essai de maniére a ce que la fiche d'essai s'adapte sur le
dispositif de gestion de I'impédance.
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C.8 Mesure de la paradiaphonie de la fiche d’essai

Utiliser la méme procédure d’étalonnage et la méme gestion d’impédance que pour la mesure
de la fiche de référence comme indiqué dans I'Article C.2. Pour déterminer les constantes
d’extension d’accés, mesurer le retard de la fiche d’essai sur chaque paire.

Mesurer, comme indiqué en I'Article C.4, la NEXT de la fiche d'essai désaccouplée a
I’embase désaccouplée de référence sur 'ensemble des 6 combinaisons de paires.

La paradiaphonie de la fiche d’essai est la différence entre la mesure de la fiche d’essai et le
vecteur d’embase.

Utiliself les valeurs suivantes pour le vecteur d’embase.

Tableau C.1 — Vecteurs d’embase désaccouplée de référe
et réelle de catégorie 6

Paire Re, - Coefficient réel de I’embaseide référenc
(f = fréquenm
3,6 —45

=587x10"""x 13 +202x1078 x 12 —Ww%f/\

1.2-36 =-172x10"" x 73 +3,81§\10\%§\2\\— ng‘ig‘wf)\/
3.6-78 =128x10"18 x 14 —2,63><10‘11/x% +F§S\x\r@%<—3,62x10_7 xf
1.2-45 :8,73x1o-8x/\307y<;\{ \\ \\/

45-178 =2,03x107 NE%&X}O\\MW@X/

& B0 ey

efficient aginaire de I’embase de référence (V/V)
/\Q (f = fréquence en MHz)
3.6 -45 M(&l\f\}ngm— X f2-147x1078 x f
1,2~ 3'6<\ % og§ —8\\/2 +508x1070x 1

36-178 \\ax f 44+918x10 % 13-932x10 %% f2+274x10 0 x f
12-45 (D= 268%107"x 13 -120x108x 12 +6,82x10 5% f

48— T8 T BTXA0 O x /7 +858x10 11X /0 —2,25%10 Ox /2 +4,96x10 O x ]
1,2-78 =6,01x107 M x 4 ~458x107""x 13 +332x1070 x 12 +9,12x10 0 x 1

NOTE Les coefficients de vecteur d’embase de référence du Tableau C.1 ont été déduits des mesures
moyennes rassemblées en utilisant un montage de fixation d’essai a 4 symétriseurs incorporant une
adaptation d’impédance pour les fils d’essai avec des sorties en mode commun appliquées uniquement aux
paires proches utilisant 'embase décrite en C.5.
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C.9 Exigences paradiaphonie de la fiche d’essai

Pour la catégorie 5, les valeurs du Tableau C.2 s’appliquent.

60603-7-3 © CEI:2008

Tableau C.2 - Limites de perte NEXT de la fiche d’essai

Cas # Combinaison de | Limite Limite d’amplitude Limite de phase d’affaiblissement
paires d’affaiblissement de de paradiaphonie
paradiag?&mie (dB) b()'jg)

Cas 1 3,6-4,5 Basse <34.4 — 20 log(f1100) —90 + 3 /1100
Cas 2 3,6-4,5 Elevée > 37,6 — 20 log(/7100) (—90\’@/100
Cas 3 1,2-3,6 Basse < 42 — 20 log(/1100) L -aw 000
Cas 4 1,2-3,6 Elevée > 50 — 20 log(//100) N\ \c9pK30y100
Cas 5 3,6-7,8 Basse < 42 — 20 log(/1100) =90+ 10,100
Cas 6 3,6-7,8 Elevée > 50 — 20 log(/7100) \\ 59\0 +\N’/ﬂ100
Cas 7 1,2-4,5 Elevée > 50 - 20 log(71100) . N\OX N\ Toute phase
Cas 8 4,5-7,8 Elevée > 50 - 20 log 100/)\ Toute phase
Cas 9 1,2-7,8 Basse <50 - 20@(&))/ A Toute phase

a)

b)

c)

d)

e)

Les limites d’amplitude s’appliquent sur la g

Les limites de phase s’appliquent sur la gammede freg

Lorsqye I'affaiblissement de paradiaphonie d
s’applique pas.

Lorsqy’un calcul d’affaiblisse

doit pgs y avoir de limite bas honie.

Lorsqy’un calcul d’affaibli men de par
paradipphonie de limite el ve

100 MHz.

ssé donne des valeurs supérieures a 70 {B,

il ne

limite élevée donne des valeurs supérieures a 70|dB, la

-

ableau @Qn\/\ s{é@\x\e\n‘fent de paradiaphonie de la fiche d’essdi

J . Gamme de phase|
C(:‘I’:bl ia:':asson amme d mpltljtu hd aff:)lt;)llessement de d’affaiblissement de
P pd onte paradiaphonie )9
3,614,5 0 IWO ) < Affaiblissement paradiaphonie (=90 + 3//100)
/\ < 37,6 — 20 log(f/100)
1,213,6 \ \{)}390’/100 <Affaiblissement paradiaphonie (=90 +1077100)
< 50 — 20 log(f/100)
3,6(7,8 \42/20 log(f7100) < Affaiblissement paradiaphonie (=90 +1077100)
<50 — 20 log(f/100)
1,27475 Affaiptissement paradiapthonie = 50— 20og(//100) Foutephase
4,5-7,8 Affaiblissement paradiaphonie > 50 — 20 log(/7/100) Toute phase
1,2-7,8 Affaiblissement paradiaphonie > 50 — 20 log(f/100) Toute phase

a)

b)

Les limites d’amplitude s’appliquent sur la gamme de fréquences entre 10 MHz et 100 MHz.

Les limites de phase s’appliquent sur la gamme de fréquences entre 50 MHz et 100 MHz.

° Lorsque I'affaiblissement de paradiaphonie de la fiche mesurée est supérieur a 70 dB, la limite de phase ne

s’applique pas.
d)

Lorsqu’un calcul d’affaiblissement de paradiaphonie de limite élevée donne des valeurs supérieures a 70 dB, il

ne doit pas y avoir de limite élevée pour I'affaiblissement de paradiaphonie. Se référer au Tableau C.2 pour

une explication de la limite élevée.

e)

Lorsqu’un calcul d’affaiblissement de paradiaphonie de limite basse donne des valeurs supérieures a 70 dB, la

limite basse doit revenir a 70 dB. Se référer au Tableau C.2 pour une explication de la limite basse.
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